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GIRI1S

Mikrosizinti kisaca, dis dokusu ile restorasyon madde-
leri arasindaki bolgeye agiz likitlerinin girisi olarak ta-
nimlanabilir., Bu durum dis dokusunda dolayli olarak perkolas-
yon, sekonder c¢iiriik, operasyon sonrasli hassasiyet ve esteti-
gin kaybolmasina yol acar. Bu problemler kaviteye restorasyon
maddelerinin iyi adapte olmayisindan kaynaklanmaktadir. Pulpa
dokusunda ciddi hasarlara yol agabilen bu durumlar, mikrosizinta
olayinin mevcudiyetiyle var olmaktadir. Mikrosizinti, dishe-
kimliginde restorasyonlarin in vivo ve in vitro olarak kali-
tesini (dis dokularina adaptasyonun iyi olusu) denemekte,
uzun yillardan beri baraj olarak kullanilan testlerden biri-
dir(1,7,9,36,48,56,71,79).

Ozellikle bulundugu yerin kliniksel olarak kritik &ne-
mi nedeniyle, posterior bdlgelerdeki restorasyonlar arastirma-

larin odagini olusturmaktadir(25,26).

Estetik goriiniimdeki biiyiik 6énemleri ve imit verici bag-
lanmalaria nedeniyle kompozit dolgular son zamanlarda iizerinde
en c¢ok ¢alisilan dolgu maddesi niteligini tasimaktadir(l8,
28).

Estetik goriiniimii disindaki 6zellikleri ile ideal dolgu
maddesine en yakin olarak bilinen amalgam dolgu maddesi esas

alinarak kompozit dolgu maddelerinin gelistirilmeleri iizerin-



de ¢alisilmaktadir. Doldurucularin hacim degisiklikleri acgi-
sindan makrofil, mikrofil ve hibrid olmak ilizere gelismeler
kaydeden kompozit dolgularda mikrosizinti ag¢isindan Onemli
bir rol oynayan polimerizasyon biiziilmesini azaltmak i¢in ¢e~
sitli ¢alismalar yapilmistir. Kavite preparasyonunun modifi-
kasyonu, mine-dentin dokularinin asitlenmesi, mine-dentin
bonding ajanlarinain kullanilmasi, bir kerelik veya kademeli
..yerlestirme . tekniklerinin uygulanisi, .direkt veya indirekt
uygulama sekilleri, smear tabakasinin temizlenmesi seklindeki
calismalar, kompozit dolgu maddelerinin gelistirilmeleri,
mikrosizinti miktarini azaltmak amaciyla yapilmistair(1l7,23,
43,45,49,60).

Son yillarda gelistirilen indirekt ve direkt inlay
kompozitler, icerdikleri 6zellikleri ile mikrosizintiyi azalt-
mada olduk¢a {imit verici bulunmuslardir. Yeni gelistirilen
direkt inlay kompozit dolgu maddesi 1sik ve 1s1 etkenleriyle
maksimum polimerizasyona ugramaktadir. Bu sekilde kavite di-
sinda polimerizasyonun ortaya ¢ikisi, kavitede bir mikrosi-
zintinin meydana gelisini engelleyecektir. Bu nedenle
Brillant Direkt Inlay ve Fulfil gibi en yeni kompozit dolgu-
larla, muhtelif tip kavitelerin dis dokusunun farkli yerlesgim
b6lgelerinde gésterecegi mikrosizintinin dizeyini ve fark
varsa bu farklilasmanin nereden meydana geldigini bulmaya yo-
nelik bir c¢alisma diisiindiik. Ikisi de hibrid olan kompozit
dolgu maddeleriyle in vitro olarak bir ¢alisma planladik. Bu
calismada kavite icindeki dokulara sizmanin boyutlarini klinigine fayda ge-
tirebilecek bir sekilde bilimsel y®dnden incelemek igin 1sik
mikroskobunu esas alan ve istenen detaylar i¢in Scanning

elektron mikroskop gézlemlerini kullandik.



GENEL BILGILER

Altmis yi1li askin bir siiredir ¢esitli arastirmalara
konu olan mikrosizinti, bir disin prepare edilen kavite duva-
ri1 ile restorasyon maddesi arasinda bakteri molekiilleri veya
iyonlar, likitler ve hatta havanin mevcut oldugu dar gegit

olarak tanimlanmistir(36,48).

Mikrosizinti genel -olarak dolgu maddesinin Gzelligi-
ne, disin tabiatina, oral ortamin sartlarina ve diger etken-
lere bagli olarak meydana gelmektedir. Dolgu maddesi ag¢isin-
dan bakildiginda, gerek 1s1 genlesme katsayisinin dis doku-
sundan biiyiikliigii gerekse polimerizasyon biiziilme derecesi mik-
rosizintida Onemli rol oynamaktadir. Dolgu maddesinin dise
adaptasyonunun zayif olusu, uzun bir siire ig¢inde ele alindi-
ginda su emiciligi ve korozyona ugramasi gibi Ozellikleri

maddede hacimsel degigsiklige sebep olmaktadir.

Digin tabiatina bakildiginda, sement dokunun periodon-
tal ligamentten gelen besin kaynagi nedeniyle gdsterdigi poro-
tik yapi, yine periodonsiyumun okluzal baskilar altinda so-
nuglanan makas kuvvetlerle dise uyguladigi baski, mine ve se-
ment birlesiminin anatomik olarak degisik pozisyonlar géster-
mesi etkili rol oynayan faktérlerdir. Agiz ortaminda 1sinin
siirekli degisebilmesi ve hatta maksimum ve minimum derecelere
ulasmasi, tikrik yogunlugunun azligi, agiz hijyeninin yeter-

1i olmayisi, yapilan preparasyonun komsu dislerin gida retan-



siyonuna uygun olusu gibi ¢esitli faktérler de mikrosizinti-

nin meydana gelisinde elverisli ortam saglamaktadir.(85)

Mikrosizinti, klinik olarak basta estetik, hassasiyet,
perkolasyon ve sekonder g¢iiriik gibi problemlere yol ag¢makta-
dir. Ozellikle 6n dislerin klass 3, 4 ve 5 tipi kavitelerinde
sebep oldugu sari ve koyu saridan kahverengiye varan renklen-
meler restorasyonun tiim cevresinde kendini gdsterir. Bu tip
renklenmeler, &ncelikle yiyecek ve igeceklerin birikimi, bak-
teriyel plakta yerlesmeleri ve regine dolgunun kendi iginde
bozulmasiyla ortaya c¢ikan yan {iriinler sonucu ortaya ¢ikar.
Ancak bu tip renklenmeler &zellikle agiz hijyeninin ihmal
edildigi, ¢iiriik sikligi yiiksek, dis eti iltihapli agizlarda
plak birikiminden kaynakli olarak meydana gelir. Bu tip renk-

lenmeler polisajla kaldirilamaz, yeniden yapilmalidair.

Problemsiz gériilen bir restorasyona sahip hastada tat-
11, eksi, tuzlu igcecek ve yiyeceklerle ortaya ¢ikan gegici
agrilar mikrosizinti kaynakli hassasiyetin en belirgin ipucu-
dur. Diisiik molekiil agirlikli sivilar kapiller faaliyetle ara-
liktan dentine dogru niifuz eder ve agrili bir osmotik irri-
tasyona sebep olabilir. Bu rahatsiz durum, kalici olup pulpi-

tise kadar gotiirebilir. Bu tip dolgularda yenilenmelidir.

Restorasyonlarain ritmik deformasyonlari, kaviteden ay-
rilmalarina neden olabilir. Isi degisimlerinden kaynaklanan
kontraksiyon ve ekspansiyonlar dis ¢eperdeki aralaiklardan
tiikriik ve bakterinin igeriye pompalanmasina sebep olur. Bu
islem perkolasyon olarak adlandirilir. Bu durum hacimsel de-
gisiklikler, restorasyonun geometrisi, elastiklik modiilii ve
1s1 genlegsme katsayisi tarafindan belirlenir. Araliktan giren
sivilarin etkisiyle agiz sartlarina daha az direncgli ve sabit
olmayan kavite ara yiiz maddeleri zamanla eriyebilir. Bu ara-
lik daha ¢ok agilir. Bu durum, yerlestiriminden bir siire son-

ra agildiginda mevcut olmadigi goriilen ara yiiz dolgularinin



bir a¢iklamasi olabilir. Bu nedenle yanlizca asitlenen kisim-
larin degil tiim kavitenin dolgu maddesine adezyonu saglanma-

lidar.

Kompozit reg¢inenin kenar adaptasyonunun iyi olmayisin-
dan kaynaklanacak en son problem sekonder giiriiktiir. ~ Giiriik
olusumu, esas olarak dentin tiibiillerine ayni agcilarda uzanan
kollajen fibril kanallari boyunca meydana gelir, dentine ula-
sir ulasmaz Rontrolsﬁz bigimde dagilir. Baslangi¢ lezyonu ge-
nellikle kiigiik olup farkedilmeyebilir. Sekonder kenar ciridgi
genis bir araligin mevcudiyetinden daha tehlikelidir. GCilinkii
genis bir araliktan girecek tikriikk, temizleme ve ndtralize
edici faaliyeti ile bakterinin fonksiyonunu oldukga kisaitlar.
Genellikle radyografiler, lezyonun baslangi¢ safhalarini g&s-
termezler. Ciinkii radyografi dolgu ve dis arasindaki bogsluga
dikey olarak gelmektedir.(83,85)

In vivo ve in vitro olarak yapilan bir mikrosizinta
calismasinda benzer sonuclar bulunmustur. Bu da dis restoras-
yon veya adesiv sistemlerin incelenmesinde in vitro olarak ya-
pilan mikrosizinti testlerinin kullanimini desteklemekte-
dir(58). Mikrosizintinin degerlendirilmesinde gesitli teknik-

ler gelistirilmistir(75):

1- Iz birakici maddeler ig¢inde uygulama
a) Bakteri
b) Kimyasal iz birakicilar
c) Boyalar
d) Radyoaktif iz birakicilar
2- Hava basinc1i
3- Mikroskobik inceleme
4~ Suni ¢iiriik
5- Kapiller penetrasyon
6- Notron aktivasyon analizi

7~ Scanning elektron mikroskop



a) Direkt teknik
b) Replika teknik
c) Iyon etching
8- Elektrik akima
9- Radyokimyasal difiizyon
10- Radyoaktif absorbsiyon
11- Farkli 1si banyosu (thermocycling)
12~ Mekaniksel.devir
13- Agindirma

Mikrosizinti dishekimliginde, dolgu temel maddesi olan
amalgam ile ilgili olarak bir c¢ok arastirmaya konu olmus-
tur(11,14,61,65). Artan sosyokiiltiirel ve sosyoekonomik yasam
kosullarinin seviyeli bir diizeye erismesiyle ortaya g¢ikan es-
tetige onem, arastirmacilari estetik dolgu maddelerine yonelik
calismalara itmistir. Ilk estetik dolgu maddesi olan silikat-
la doldurulan kavitelerde bakterinin mevcudiyetinin, maddenin
pulpa dokusuna dost olmayisi, dolgu kenarlarinda renklenmele-
re rastlanmasi bu maddenin klinikte kullanim sikligini hemen

hemen ortadan kaldairmaistir(7,85).

Akrilik dolgularin polimerizasyonlari sirasinda ortaya
¢ikan 1sinin pulpaya zararli olabilecek derecede olusu ve po-
limerizasyon biiziilmesinin fazlaligi, kompozit dolgu maddeleri

iizerinde yapilacak ¢alismalari motive etmistir(52).-

Mikrosizinti ile ilgili ilk ¢alismalarin yapildiga
amalgam dolgularda son zamanlarda yapilan calismalarda, res-
torasyonun yerlestirimi &ncesinde kaide dolgu maddesi iizerine
ve tiim kavite duvarlarina uygulanan Copalite'ain mikrosizinti-

y1 O6nemli diizeyde azalttigi bildirilmistir(65).

Amalgam restorasyonlarin kompozit restorasyonlarla mik-
rosizintil a¢isindan kiyaslandigi bir g¢aligmada, duvar lezyon-

lari degerlendirme kriteri olarak alinmistir. Amalgam resto-



rasyonlarin yiizde 77'sinde kompozit restorasyonlarin ise yiiz-
de 13'iinde mikrosizintinin elde edildigi galismada duvar lez-

yonlari amalgamda olduk¢a derin bulunmustur.(48).

Kavitede birakilan bakterilerle ilgili bir ¢alismada
BrHnnstrom ve Nyborg(8), kompozit rezin restorasyonlarin yer-
lestirilmesi Oncesinde birakilan bakterinin, biizilmeden kay-
naklanacak mikrosizinti sonucu ¢ogalabilecegini, bu sizinti-
nin Onlenmesi ig¢in uygun bir ara kaide maddesi kullanilmasi-
nin gerekliligini vurgulamislardir. Arastirmacilar kavitedeki
bakterilerin tilimiiniin kullanilacak mikrobisidal (mikroplara
yok edici) bir fluor soliisyonu ile ortadan kaldirilabilecegi-
ni gozlemislerdir. Yine ayni arastirmacilar, ara kaide madde-
siz doldurulan silikat siman ve kompozit reg¢ineli caligmala-
rinda, dolgu maddesinin polimerizasyon biiziilmesinden kaynakl:
olarak ortaya ¢ikan araliktan kavitede birakilan bakteri ta-
bakasinin biiyliyerek dentin tiibiilleri yoluyla pulpaya tehlike-
li olacagini belirtmislerdir. Kompozit recinelerde silikat
simanlara kiyasla bakteri ilerleyisinin daha az gériildiigiinii,
dolgu altindaki pulpa dokusuna gelen zararin en Onemli sebe-
binin dolgu maddesinin dis dokusuna adaptasyonunun zayif olu-
sundan kaynaklandigini bildirmislerdir(7,9). Browne ve arka-
daslar1(11)'da bakteri devamliligindan kavite duvari ve dolgu
maddesi arasindaki yiizii sorumlu tutarak dolgu maddesinin se-
bep olacagi kimyasal toksisitenin pulpa iltihabinda daha az

6nemi oldugunu gozlemlemislerdir.

In vitro olarak fluor salan bir recine ve bilinen bir
kompozit maddesi mikrosizinti, kavite adaptasyonu ve homojen-
lik agisindan bir kiyaslama yapildiginda fluor salan kompozit

recine ¢lirlige karsi miicadelede daha etkili bulunmustur(84).

Hicks ve Silverstone(26), kimyasal ve ultraviyole isik
ile polimerize olan sealantlari kiyasladiklarinda kimyasal

polimerizasyona ufrayan oOrneklerde mikrosizintinin belirgin



bir fazlalik gdsterdigini vurgulamislardir. Ayni monomer bi-
lesimini esit oranlarda igeren iki farkli kompozit dolgu mad-
desinin (silux ve silar), polimerizasyon biiziilmelerinin de
ayni derecelerde olusu beklenirken farkli bulunusu, 1sikla
polimerize olan kompozitte daha az olusu polimerizasyonun
baslatilmasindaki farkliliga yorumlanmistir(34). Bir baska
c¢alismada da, kimyasal olarak polimerize olan bonding ajaninin
1s1kla polimerize olana kiyasla daha ¢ok sizinti. gosterdigi
bildirilmistir. Mine kenarlarinda hi¢ bir sizintinin goriilmedi-
g§i ve 1sikla polimerize olan scotchbond ve iki kademeli yer-
legstirilen kompozit regine restorasyonlarda mine sement bir-
lesiminin apikalinde sizintinin azaldigi belirtilmistir(51).
Kimyasal ve 1sikla aktive olan dolduruculu ve doldurucusuz
recinelerin kavitede birbirine antagonist olan duvarlarda
gosterdikleri polimerizasyon biiziilmesi bir c¢alismada ince-
lenmigtir. Duvardan duvara olan biiziilme duvardan duvara olan
mesafenin azalmasiyla artmakta olup, bunun lineer polimeri-
zasyon biiziilmesinin ii¢ katzi kadar bir degere ulasmakta-
drr(24).

Restoratif reg¢inelerin polimerizasyon biiziilmelerinden
kaynaklanan kuvvetler reg¢ine ve dentin arasinda kurulan bagain
glicinden daha biiyiiktir. Bu, tek boyutlu bir modelde &nemli
goriilmese de ii¢ boyutlu bir modelde oldukca Snemli olup, regi-
ne ve doku arasindaki biiziilmeden ac¢iga ¢ikan araliklarla so-
nug¢lanabilecegi bir laboratuvar ¢alismasinda g&sterilmis-
tir(33). Biitiin kompozitlerin yiizde 2-6 arasinda degisen mik-
tarlarda polimerizasyon biiziilmesi gostermeleri, giliniimiizde
amalgamin yerini tamamiyle doldurmalarini engelleyen sebep-
lerden en onemlisidir. Bunlar, arka bdlgelerde klass 1 ve
konservatif klass 2 tip kavitelerde kullanilabilmektedir-
ler(43,60).

Dise ait 1s1 genlesme katsayisi yaklasik llx106/C,
kompozite ait olan 26—4Ox106/C oldugundan kompozit restoras-



yonlarin mikrosizinti derecelerinin degerlendirilmesinde agiz
i¢i sartlari saglayabilmek igin farkli 1si degismelerinin uy-

gulanmasinin gerekli oldugu vurgulanmistir(85).

Bir calismada, kompozit maddesi ve kavite duvari ara-
sinda bulunan araligain digin mikroskop ig¢in hazirlanmasi
oncesinde maddenin polimerizasyon biiziilmesinden dolayi zaten
- mevcut oldugu ve bu araligin Srneklerin elektron mikroskobu-
na hazirlanirken genisleyebilecegi gésterilmistir(18). Iwase
ve arkadaslarai(42)'da recine ve minenin farkli 1si genlesme
katsayilarindan dolayi aralarindaki ara yiizde mevcut olan kii-
¢iik araligin farkli 1si uygulanimindan Once de var olduunu
ve bu farkin baslangigta genis aralikli oldugu dislerde - 1s1

uygulanmasiyla giderek arttigini géstermislerdir.

In vivo bir c¢alismada mikrofil ve makrofil kompozit
recinelerin iki yi1llik bir siire sonunda kenar renklenmesi
acisindan incelenmeleri sonucunda, mikrofil kompozit regineler
daha olumlu sonu¢ vermislerdir. Buna sebep olarak da mikro-
fil reginelerin makrofillere g6re daha az hacimde inorganik
doldurucu igermeleri ve daha biiyiik 1sa genlesme katsayilarai-
nin olusunu bildirmislerdir(38). Bullard ve arkadaslari(12)
dis dokusu ve restorasyon maddesi arasinda 1s1i genlesme kat-
sayilari agisindan biiyiik fark olusunun ara yilizdeki basincta
degisiklige yol agacagina ve bunun da mikrosizintiyla iliski-
sinin kesinligine deginmisler ve cam iyonomer simanin kaide
maddesi olarak kullaniminin 1s1 genlesme katsayisinin digiik-
liigiinden dolayi sizintiyi azaltacagini ve fluor salinimiyla

sekonder ¢iiriigii 6nleyecegini vurgulamislardar.

Kompozit restorasyonlar amalgam restorasyonlara gore
i1sinmaya karsi hassas bulunurken, hem amalgam hem de kompo-
zit restorasyonlar soguga karsi daha duyarli bulunmuslar-
dir(44). Jordan(46) direkt inlay kompozit restorasyonlar ile

direkt kompozit restorasyonlarda gériilen limitli polimerizas-
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yonun ortadan kalkmasinin yanisira, 100 mikron kalinliktaki yapistirma
simani olarak kullanilan kompozit maddesinin meydana gelmis
olan kenar biiziilmesinden kaynaklanan araliklari iyi bir se-
kilde kapladigi &6lgiide miikemmel bir kenar adaptasyonu olacagi-
n1 sdylemistir. Levin(53) miikemmel sayilabilecek sikilikta
bir kenar tikaclamasi verecegi igin direkt inlaylerin tercih
edilebilen bir tedavi alternatifi yaratacafini O&nermistir.
Hussey(4l), direkt hibrid inlaylerle yaptigi ¢alismada, bu -
sistemin polimerizasyonu arttiracagini, polimerizasyon biiziil-
mesinin dis dokusuna baglanma &Oncesi meydana gelecegini ve
bunun da mine, dentin ve semente gelen basinglari azaltacagi-
nr belirtmistir. Hibrid kompozit reg¢inelerin mikrofil kompo-
zit reg¢inelere oranla daha gii¢li bir baglanma meydana geti-
rirken daha zayif bir kenar tikag¢lamasinin elde edildigi bir
caligsmada cam iyonomer siman restorasyonlarin kenar tikagla-
masli ve baglanma giicleri arasinda hig¢ bir iliski gozleneme-
mistir(67). Watts(86), Brillant Inlay kompozit reg¢inenin ilk
polimerizasyon sonrasinda da polimerizasyonunun devam ettigi-
ni ve kompozitin kirilgan bir sertlik kazandigini bildirmis-

tir.

Kavite preparasyonu sirasinda biriken smear tabakasi-
nin birakilip birakilmamasi bir ¢ok arastirmaya konu olmus-
tur. Bir g¢alismada smear tabakasinin temizlenmesi veya kismen
uzaklastirilmasinin, scotchbondun dentin kenarlarini taikacg-
lamasinda bir degisiklik yapmadigi ancak bunu belirgin hale
getirdigi vurgulanmistir(l7). Bir baska ¢aligma, kemomekanik
islem gdren dentin yiizeylerinin, gergek bir kimyasal adezyon
olmasa bile yeni prepare edilmis dentin yiizeyine gdre daha
iyi bir baglanma yiizeyi teskil etmekte oldugunu géstermis-
tir(23). Pashley(64), smear tabakasinin hig¢ bir kimyasal te-
mizleme ajani kullanmaksizin birakilmasi gerekliligini, hem
pulpaya gelecek bir simik irritasyonu ©6nlemek hem de dentin
bonding ajaninin daha iyi baglanma saglamasi ag¢isindan vurgu-

lamistair.



Asit uygulanimi ve uygulanan kavite seklinin birlikte
kullaniminin 6nemli oldugu belirtilen bir ¢alismada, in vivo
ve in vitro olarak yapilan deneylerde asit uygulanarak yapi-
lan isopast dolgularda ve yuvarlak tabanli kavitelerde diisiik
diizeyde mikrosizinti elde edilmistir. En g¢ok mikrosizinti ise
bizotajli kavitelerde gdzlenmistir(l). Asitleme teknigi hemen
hemen her vakada, kavite tipine bakmaksizin klass 1,2,3,4,5
tipi restorasyonlarda epeyce arttigi bildirilmektedir(65).
Bir baska ¢alismada, kaviteye hangi dolgu maddesinin uygulan-
digx farketmeksizin mine dokusunun asitlemnmesi ve kavitenin
estilux cilasi ile tikag¢lanmasi mikrosizintiyi o6nlemede ye-
terli bulunmustur(79). Retief(72), basamakta yeterli minenin
mevcut oldugu kompozit restorasyonlarda sizintinin minenin
asitlenmesiyle 6nemli Glgiide azaldigini ve yeni bonding ajan-~
larinin sizintinin o©6nlenmesinde oldukg¢a yardimci olacagini

bildirmistir.

Mikrosizinti c¢alismalarinda kaide ara dolgu maddesine
de gereken 6nem gosterilmistir. Torstenson ve Brinnstrém(82),
calismalarinda servikal ve aksiyopulpal duvarlarda kalan ara-
liklarda ince bir ara kaidenin kullanimi ile hassasiyetin &n-
lenebilecegini gostermislerdir. Fukuda ve arkadaslari(27)'da
kompozit ve kaide maddesi arasindaki adezyonun, kaide madde-
sinin kalinligi ve kaide maddesinin cesidi ile dnemli Jlgiide
etkilenecegini vurgulamigslardir. Dentine kimyasal bir adez-
yonla baglanarak fonksiyon g&sterdigi bilinen cam iyonomer
dolgu maddeleri ara kaide dolgu maddesi olarak 6zellikle kom-
pozit restorasyonlarla kullanildiklarinda, yiizeylerinin asit-
lendigi veya asitlenmedigi durumlarda gosterdikleri goriintii
acisindan incelenmiglerdir. Yiizeylerin elektron mikroskop
mikrografi goriintiileri sonucunda asitlenen ve asitlenmeyen
yiizeylerin her ikisi de piiriizli bir topografi géstermisler
ve bu durum istatistiksel olarak 6nemli bir fark vermemistir.
Bu da cam iyonomer kaidenin bir kompozit reg¢ineye baglanmasi-

n1 saglamakta, asitlenmesine gerek olmadigi sonucunu vermek-
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tedir(74). Cam iyonomer simanin kompozit restorasyonlarla
kaide ara maddesi olarak kullanildigi bir ¢alismada isikla
polimerize olan cam iyonomer siman mikrosizintiyi azaltmada
bilinen cam iyonomer simanlara godre daha etkili bulunmus-
tur(8l). Krejci ve Lutz(49), cam iyonomer simanin asitlenme-
mesinin, seffaf takoz ve seffaf matrisle birlikte i1sikla po-
limerize olan kompozitlerin MOD tipli preparasyonlarda kenar
adaptasyonlarini en -yiiksek diizeye ulastirdigini géstermisler-—
dir. Kaide dolgu maddesi olarak kullanilan cam iyonomer si-
man, sizintinin aksiyopulpal duvara ulasmasini engelleyememis
ancak saldigi fluor nedeniyle sekonder <¢iiriigli.engelleyebile-

cegi veya azaltabilecegi o6nerilmistir(28).

Dentin bonding ajanlarinin kompozit reginelerle bir-
likte kullanimiyla, bonding ajansiz kullanildiklari duruma
g6re daha iyi tikag¢lanmis kenarlar el&aediﬂkktmﬁr(é). Quist
ve Quist(68), dis dokusu asitlenen diisiik viskoziteli bir
bonding ajani uygulanan ve bunun da ilizerine kompozit maddesi
ile restore edilen kavitelerde, kavite ig¢inde bulunan bakteri
sayisinda onemli bir azalma bildirmislerdir. Thomson(80),
tenure, scotchbond gibi bonding ajanlarinin kompozit regine-
lerin polimerizasyon biiziilme stresslerini yenmekte yeterli
olabildiklerini ancak, bir sistemin digerine iistiinliigiine ka-
rar verebilmek i¢in bu sistemleri kiyaslayan baska calismala-
rin gerekliligini belirtmistir.

Meetz ve Douglas(59), mikrosizintiyi scotchbondun iki
kat uygulanmasiyla onemli Glgiide azalttaklarina bildirmisler-
dir. Kompozit restorasyonun scotchbondla kullanimi, amalgamin
copalite ile kullanildigi durumdan daha az sizinti bulgulara
ile sonug¢lanmistir. Scotchbondun kullanildigi restorasyonlar-
da dolgu maddesinin bitis cilasinin hemen veya daha sonra ya-
pilmasi arasinda sizinti sonug¢lari agisindan bir fark goriil-
memistir. Restorasyonun kenarlari minede olmasina ragmen ser-

vikal kenarlarda okluzale gore daha zayif bir kenar tikaclan-



mas1 elde edilmistir(62). Dentin bonding ajaninin kullanilma-
s1 mikrosizintiyi 6nemli O6lgiide azaltirken(19,29), erozyona
ugramis tabakanin kaldirilmasiyla yeni prepare edilen dentin
dokusu 1izerine scotchbondun wuygulanmasi mikrosizintiya

6nemli lgiide ortadan kaldairmistir(19).

Dentin bonding ajanlari ile cam iyonomer simanla elde
edilene benzer mikrosizinti .sonuglara goriiliirken, ferrik ok-
salik asitin kullanildigi gruplar oldukca az mikrosizinti
vermislerdir(13). Crim ve Chapman(l6), kullandiklari farkli
deﬁtin adesivleri iginde scotchbond ve silux kompozitinin
birlikte kullanimi ile en az mikrosizinti bulgulari elde
etmislerdir. Ozellikle mikrofil kompozit reg¢inelerin yiizeyle-
rine bonding ajanlari ile cila tarzinda bir tabakanin uygula-
nim1 mikrosizintiyl Onemli 6lgiide azaltabilir. Adesiv dentin
bonding ajanlarinin gelismesi, servikal kenarlarda goriilen
mikrosizinti miktarinin azaltilmasi agisindan oldukga Onem-
1lidir(14). Judes ve arkadaslari(47), kompozit restorasyonla-
rin polisajini takiben yapilacak bir rebonding (bonding aja-
ninin cila olarak uygulanimi) isleminin kenar sizintisinl

onemli Glgiide azalttiginr gbstermislerdir.

Mikrosizinti sonug¢larinda preparasyonun okluzal ve
servikal kenarlarda gosterdigi farklilak konusunda bir ¢ok
arastirmalar yapilmistir. Hembree ve Andrews(36), servikal
erozyon veya abrazyon gdsteren dislerde cesitli kompozitlerde
dis eti kenarinda, okluzal kenara oranla oldukca fazla mik-
»tarda kenar sizintisi elde ettikleri calismalarinda asitlesen
dis minesi ve kompozit regine arasina yerlestirilen dolduru-
cusuz reg¢inenin uygulanmadigli restorasyonlarda kenar sizinti-
sinin daha da fazla oldugunu gdzlemislerdir. Bir baska c¢alis-
mada, makrofil ve mikrofil kompozit recinelerle gériilen mik-
rosizintinin servikal kenarlarda okluzalden ¢ok daha fazla
oldugu ancak okluzal ve servikalde go6riilen sizintinin kulla-
ni1lan regineler agisindan Onemli bir farklilik gostermedigi
bildirilmistir(71).



Retief ve arkadaslari(70)'da, kesici kenarda gdriilen
mikrosizintinin servikal kenarlarda goériilen deferlerden Snem-
1li 6l¢iide farkli olmadigini, ancak restorasyonlarin servikal
kenarlarinda olduk¢a ileri seviyelere ulastigini godzlediler.
Yine bir calismada da dis eti basamaginin 1 mm okluzal veya
servikalinde prepare edilen &rneklerde elde edilen mikrosi-
zinti bulgulari arasinda ©6nemli bir farklilik bulunamamis-
tir(31). Porselen inlay, kompozit inlay ve posterior kompo-
zitlerin dis eti basamaginin sement-mine birlesiminin apikal-
de birakildigr klass 2 tip kavitelerde mikrosizintilarainin
kiyaslandigi bir ¢alismada, reg¢ine baglanmasini saglayan in-
lay restorasyonlarin, posterior kompozit restorasyonlara nis-
betle servikal restorasyon ve dentin ara yiiziinde oldukga iyi
bir baglanma sagladig: goriilmiistiir. Ozellikle gluma dentin
bondinginin kullanimi mikrosizintiys olduk¢a aza indirmis-
tir(76). Farklai 1s1i banyosunun mikrosizinti iizerine etkileri-
ni inceleyen bir ¢alismada, sizinti oldukg¢a derin goriiliirken
mine ve sement kenarlarindaki sizinti farklai bulunmamis-
tir(87).

Kompozit dolgu maddesinin yerlestirilme sekli 6zellik-
le bir kerelik (bulk) ve kademeli yerlestirme olarak klassi-
fiye edilmistir. Kompozit recinenin bukko lingual yodnde kade-
meli yerlestirilmesinde ve bir kerelik yerlestirilmesinde
meydana gelen polimerizasyon biiziilmesinin, kademeli yerlesti-
rilme teknijinde daha az oldugu gdsterilmistir. Ilk olarak
gingivo okluzal yodnde daha sonra bukko lingual ydnde kademe-
1i yerlestirilme tekniginin bir kerelik yerlestirilmeden ¢ok
daha iyi sonug¢ verdigi de belirtilmistir(20). Bir kerelik ve
kademeli yerlégtirme teknikleri arasainda, kavitenin servikal
basamaginda, kenar aralijsinda ortaya ¢ikisi agisindan bir fark
bulunmadigi gozlenen bir galismada, bu araligin kompozit re-
¢inenin polimerizasyonunu takiben az yogunluktaki bir doldu-
rucusuz regine ile tikaglanmasinin bu araligin iyi bir sekil-

de kapanisini saglayabilecegi belirtilmistir(39).
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Fisbein ve arkadaslari(25), kompozit rec¢ineyi gingivo-
okluzal yénde kademelerle yerlestirdiklerinde servikal kenar-
da sizintinin bir kerelik yerlestirmeden olduk¢a az oldugunu,
en az sizintinin da scotchbondlu Orneklerde g6zlendigini bil-
dirmislerdir. Qalismada kullanilan metodlarin hi¢ biriyle mii-
kemmel bir tikaclama elde edilememistir. Fuks ve arkadasla-
r1(26) ise kademeli yerlestirme tekniginin, klass 2 tip kom-
pozit restorasyonlarda G6zellikle servikal kenarlarda gdriilen

mikrosizintiyl ortadan kaldiramayacagini géstermislerdir.

Heyde(37), yeterli gériilen dentin baglanma giliciine rag-
men mikrosizintinin ilerleyebilecegini ve olabilecek hafif
bir pulpa hassasiyetinin hasta tarafindan normal olarak kabul
edilmesiyle mikrosizintinin diagnozu ig¢in gerekli bir uyari-
nin gozardr edilebilecegini vurgulamaktadir. Pollack(66),
posterior dislerde kompozit re¢ine yerlestirilmesi sonrasinda

ortaya c¢ilkan hassasiyete sebep olarak;

(a) dentinin uygunsuz asitlenmesi,

(b) reginenin adeta bir siinger gibi tiikiiriik iyonlarina
dentin tiibiilleri i¢ine pompalamasi,

(c) recine baglantilarinin okluzal kuvvetlerle kirila-
rak tiikliriik iyonlarinin sizmasina 6nderlik edisini gdstermisg-
tir ve amalgam restorasyonlarda goriildiigiinden daha sik hassa-
siyete sebep oldugunu bildirmistir. Eick(22), kompozit regi-
nelerde gériilen operasyon sonrasi hassasiyetin sebepleri ara-
sinda Pollack'in sonuc¢larina ilaveten kompozit reginenin tok-~
sikliginin de 6nemli rol oynadigini bildirmistir. BrHnnstrom(10)'e
gére, kompozit dolgulu restorasyanlarda dolgu ve kavite
duvari arasinda meydana gelen araligin genigligi pulpayi et-
kilemede fazla ©6nemli olmayip ancak genis hacimli araliklar
aralik igindeki mikroplarin besinlerini daha kolaylikla kar-

silayabilecektir.
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GEREC VE YONTEM

Arastirmamizin laboratuvar calismalari, New York Uni-
versitesi Dishekimligi Fakiiltesi Dis Maddeleri laboratuvarla-
rinda in vitro olarak yapalmistir. Arastirmada, ADA tarafin-
dan Klas 1 ve 2 preparasyonlarda kullanilmak ilizere 6zellikle-
ri kabul edilmis olan Fulfil. (a)* kompozit dolgu maddesi ve
yine Klas 2 ve MOD preparasyonlarda kullanilmak lizere lireti-
len Brillant Direkt Kompozit Inlay (b)*%* kullanilmistir. Her
iki kompozit maddesi de hibrid yapida olup, posterior bdlge
restorasyonlarinda kullanilmak iizere se¢ilmislerdir. Brillant
direkt kompozit inlay, hem 1sikla hem de 1s1 ile polimerize
olup polimerizasyon biiziilmesini kavite disinda tamamlamakta-
dir. B6ylelikle mikrosizintinin Onemli 06lg¢iide azalmasi bek-

lenmektedir.(41)

Arastirmamizda mikrosizintiyi degisik ag¢ilardan ince-
lemek amaciyla Orneklerimizi 4 ayri ana grup altinda topla-

dik.

1. ANA GRUP: Brillant Direkt Inlay Kompozit & Fulfil
Kompozit
ANA GRUP: Seffaf & Opak Matriks
ANA GRUP: Modifiye Kavite Calismasi

ANA GRUP: Preparasyonsuz Ornek c¢alismasi.

*L.D.Caulk Co., Milford,DE. 19963-0359.
#*Coltene USA, Inc. Composite rezin Carlsbad, CA 92008.
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1. ana grup i¢in 36 ¢ift, 2. ana grup ig¢in 48 ¢ift, 3. ana
grup i¢in 12 ¢ift ve 4. ana grup ig¢in 17 adet yeni ¢ekilmis,
¢liriiksiiz insan posterior mandibular disleri Z 10'luk tamponlu
formalin soliisyonunda bekletildiler ve kliniksel restorasyon
pozisyonuna uymasi ig¢in approksimalleri birbirine kontak te-
masi yapacak sekilde seffaf akrilik recine icine monte edil-

diler.

1. ANA GRUP = BRILLANT DIREKT INLAY KOMPOZIT & FULFIL KOMPOZIT

Bu grupta bir hibrid kompozit olan Fulfil'in, bir di-
rekt inlay kompozit olan Brillant Direkt Inlayin gésterdigi
sizinti agisindan kiyaslanmak iizere gruplara ayrildilar.
Ciftler preparasyon Oncesi rastgele segilerek esit sekilde

iic alt gruba ayrildilar.

Alt grup 1- Fulfil kompozit reg¢ine direkt yerlestirme
teknigiyle kullanildar (Fulfil)

Alt grup 2- Brillant direkt inlay kompozit maddesi
direkt inlay teknigiyle kullanilda (Brillant Direkt Inlay)

Alt grup 3- Fulfil kompozit reg¢ine direkt inlay tekni-
giyle kullanilda (Fulfil Direkt Inlay)

.l. alt grupta her bir g¢iftte dislerden birinin arayiizi
iki yizlii amalgam restorasyonunda oldugu gibi asagida anla-
t1ldigar sekilde hazirlandi: 556 numarali fissiir frez aerotor-
de oldugu halde su sogutmali olarak preparasyonlarfn gingival tabanla-
r1 derinligi approksimal kavo ylizeyinden aksiyopulpal duvara
1.5 mm ve okluzopulpal olarak dentine 0.5 mm uzanan bir kavi-
te preparasyonu hazirlandi. Kavite dizayni, kirlangi¢ kuyru-
gunu elimine edecek ve yuvarlak kavite i¢ duvarlari ve kdse
agilari igerecek sekilde modifiye edildi. Okluzal kavo yiizeyi
disinda approksimal mine kenarlari bizotajlandi. Tiim approk-
simal uzantilar 1 mm kadar mine sement birlesiminden asagida

uygulanda.
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Okluzopulpal ve aksiyopulpal duvarlar {izerine 0.5 mm
kalinliginda bir cam iyonomer siman* (c) (Resim 1), tabakasa
yerlestirildi. Siman {ist tabakasi yerlestirildi. Siman iist
tabakasi ve ag¢ikta kalan mine Z 37'lik jelle (d) asitlendi.
Ornekler 20 saniye kadar bol suda yikanarak hafifge hava
spreyi ile kurutuldular. Restorasyon maddesinin yerlestirim
dncesi seffaf bir matris bandi Toffalmire matris tutucusu (e)
(Resim 2), ig¢inde yansitici, seffaf takozla (f) birlikte yer-
lestirildi. Burada 1/4 yiikseklikte ve .460 capinda matrisler
kullanildi. Daha sonra bir bonding ajani (g), (Resim 3) pre-
parasyonun ig¢te ag¢ikta kalan kisimlarina yerlestirildi, ma-
teryalin homojen dagilimi ig¢in hafif¢e hava basinci uygulan-
d1 ve 20 saniye kadar polimerizasyonu aktive edici 1sik uygu-
landi. Approksimal kutu kisminin gingival kismina kademeli
olarak Fulfil kompozit, LY renkli (a), (Resim 4) 6nceden ha-
zirlanmis karpiilleri kendi ©zel siringasiyla yerlestirildi.
Yerlestirilen her tabaka gingivo proksimal kisimdan seffaf
matriks ve yansitici takoz yoluyla 40 saniye kadar 1sikla (h)
polimerize edildi. Kompozit recinenin son tabakalari okluzal
ylizeyde tamamlandi. Restorasyonlar degisik iiglii karbid ¢elik
bitirme frezleriyle (i) daha sonra beyaz tas (j) ve alumin-

yumoksit disklerle (k) bitirildiler.

2. ve 3. alt gruplarda 24 ¢iftin herbirinin dislerden
birinde komsu yilizeyinde iki yiizli inlay preparasyonlara 556
numarali fisslir frez aerotorda takili oldugu halde su sogut-
mali olarak hazirlandi. Hatta i¢ duvarlar ve kose agilarain
yuvarlakligi da benzetildi ve okluzalde giris bizotaji yapil-
madi. Tiim agilar divergent, kompozit rec¢ine G6rneginin kolayca
¢ikarilmasini saglayacak sekilde okluzale dogru agik hazir-
landi. Approksimal uzantilar mine sement birlesiminin 1 mm
apikaline uzatildi.. Preparasyonlarin dentin yiizeylerine 0.5 mm

kalinliginda bir cam iyonomer siman (c) yerlestirildi. Cam

*Den-M t, Sement Santa Maria, Ca 93456.
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iyonomerin sertlegmesini takiben kompozit inlay regine rnegi-
nin uzaklastirilmasini saflamak ig¢in preparasyonun ig¢ yiizey-
lerine {ireticinin tariflerini takiben bir etil alkol izole
edici ortam(l) yerlestirildi. Grup 2 ve 3'de de 1. alt gruba
benzer sekilde seffaf matris bantlari ve yansitici takozlar
kullanildi. Kompozit reg¢ineler, Brillant Direkt Inlay (Resim 5) ve
Fulfil, LY renkli, biitiin halde bir kerede (bulk teknigi) yer-
lestirildi ve preparasyonlarin interproksimal ve servikal
yizlerinden 60 saniye kadar polimerize edildiler. 110°C'da
7 dakika firinlanmak i¢in ¢ikarilmadan Once 60 saniye kadar
da okluzalden 1sinlandilar (Resim 5a). Firinlanmaya takiben
kompozit regine inlaylarin preparasyonlara girislerini kolay-
lastirmak i¢in interproksimal yilizeylerindeki piiriizler gide-
rildi. Ureticinin spesifikasyonlarini takiben mine yiizeyleri
cam iyonomer simanin asitlenmesini O6nlemek ig¢in g¢ok dikkatle
asitlendiler. Asitlenen mine iizerine bir bonding ajani (n)
yerlestirildi ve hafifge hava basinciyla kavite igine dagi-
t1ldi. Daha sonra ornekler bir dual-cure, 1sik ve kimyasal
olarak aktive olabilen siman (o), simanla kaviteye adapte
edildiler ve 1. alt gruba benzer sekilde restorasyonlar biti-~

rildiler.

2. ANA GRUP = SEFFAF & OPAK MATRIS

Bu grupta seffaf ve opak matrisli gruplarda, diseti
basamaginin minede veya sementte bitirilisinde ortaya ¢ikan
sizintli ag¢isindan incelendiler. 48 ¢ift dis rastgele segile-

rek dort esit gruba ayrildailar.

Alt grup 1- Gingivalkavoylizeyi approksimal diseti
kenari minede olan Klass 2 preparasyonlari hazairlandi ve opak
matris ve tahta takoz kullanilarak restore edildiler (Opak/

Mine).

Alt grup 2- Approksimal digeti kenari minede olan
Klass 2 preparasyonlar ve seffaf matris ve yansitici takoz

kulanilarak restore edildiler (Seffaf/Mine).
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Alt grup 3- Approksimal diseti kenari sement/dentinde
olan Klass 2 preparasyonlarin hazirlanip opak matris ve tahta

takoz kullanilarak restore edildiler (Opak/Sement).

Alt grup 4- Approksimal diseti kenari sement/dentinde
olan Klass 2 preparasyonlarin hazirlanip transparent matris
ve yansitici takozlar kullanilarak restore edildiler (Seffaf/

Sement).

1. ve 2. alt gruplarda her ¢iftin kontaktaki bir yilize-
yi su sogutmali yiiksek devirli motorda 556 numarali karbid
frezin kullanimiyla modifiye Klass 2 kavite dizayni hazirlan-
di. Kavite dizayni kirlangi¢ kuyrugunun eliminasyonunu ige-
rirken tim i¢ hatlar ve k6se ag¢ilari yuvarlaklastairildi. Okluzal
kenarlarda hig¢ bir bizotaj yapilmadi. Approksimal ve diseti
proksimal ve diseti mine kenarlari bizotajlandi. Digeti du-
varlarinin derinligi, approksimal kavoyiizeyinden aksiyopulpal
duvara 1.5 mm 6lg¢iildii. Okluzopulpal taban 0.5 mm kadar dentin
icine uzandi. Bu iki gruptaki proksimal uzantilarin timi se-
ment-mine birlesimine 1 mm okluzalde bitirildi. 1. ve 2. alt
gruplarda. disetl mine kenarlari da bizotajlandai. Diger alt
gruplar 3. ve 4. proksimal uzantilarinin mine-sement birlesi-
mine 1 mm apikalde bitirilmesi disinda ayni sekilde hazirlan-

dilar. Bu gruplarda diseti kenarlarinda bizotaj yapilmada.

Cam iyonomer siman (c) tiim 6rneklerin pulpal ve aksiyal
duvarlari {izerine 0.5 mm kalinliginda yerlestirildi. Yiizey-
deki cam iyonomer tabakalari ve ag¢iktaki mine kenarlarai 30
saniye kadar % 37'lik aside (d) tabi tutuldu. Ornekler 20 sa-
niye kadar yikandi, havayla kurutuldu ve restorasyon madde-
sinin uygulanimi i¢in hazirlanan dislere uygun matris ve ta-
kozlar yerlestirildi (Sekil 1,2). Bonding ajani (g) preparas-
yonlarain iizerine uygulandi, hafifce havayla dagitildir ve 20
'saniye kadar 1isikla polimerize edildi. Daha sonra Fulfil kom-
pozit materyali (a) ilk tabaka proksimal kutunun gingivalinde

olmak kaydiyla tabaka tabaka (kademeli teknik) yerlestirildi.



2. ve 4., alt gruplarin Ornekleri igin, her tabaka goériinen
1si1kla toplam 60saniye; 20 saniye facio gingival; daha sonra
linguo gingival ve son olarak 20 saniye okluzalden seffaf
6nceden sekillendirilmis anatomik olarak konturlu matris ve
yansitici takoz araciligiyla 1sinlandi (e,f). Bir toffelmire
tutucu, O&6nceden sgsekillendirilmis 0.0010 inch metal matris
band ve tahta takoz alt grup 1 ve 3'deki Orneklere uygulandi.
Bu Ornekler i¢in kompozitin her tabakasi goériinen 1sikla 60

saniye kadar okluzalden polimerize edildi.

3. ANA GRUP = MODIFIYE KAVITE GALISMASI (Modifiye/Fulfil)

Bu grubun 12 ¢ift disi 1. ana grubun 1. alt grubunda
ve 2. ana gruplarda uygulanan kavite preparasyonlarina benzer
prepare edildiler. Ancak diseti basamaginda 556 numarali fis-
siir frezle sement dentin birlesiminden 0.5 mm icerde dentinde
oluk big¢imi bir girinti agilmasi seklinde bir modifikasyona
gidildi. Cam iyonomer siman 0.5 mm kalinliginda okluzopulpal
ve aksiyopulpal duvarlar {izerine yerlestirildi. Transparent
matrisin yerlestirimi ve Fulfil kompozit materyalinin kademe-~
1i olarak kaviteye uygulanip (basamaktaki girinti kisma yer-
lestirilen kompozit Oncelikle kendi basina 1sinlanmistir)
isinlanmasi 1. ana grubun 1. alt grubunda ve 2. ana gruplar-

daki gibi olmustur.

4. ANA GRUP = PREPARASYONSUZ ORNEK CALISMASI

Bu gruptaki oOrnekler, hi¢ prepare edilmediginde dis
dokularinda sizintinin ne kadar diffiize oldugunu, hangi bol-
gelerde ne kadar yo3un oldufunu ve bu sizintilarla mine se-
ment birlesiminin gOsterdigi anatomik yapinin iligkisini in-
celemek i¢in boya ve farkli 1si banyosuna uygulanmaya hazir-
landilar. Formalin soliisyonundan ¢ikarilan 6rneklerin sadece
mineleri servikal bolgeden 1 mm uzak olmak sartiyla Once iki

kat seffaf tairnak cilasiyla daha sonra bir kat poliiiretan
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cila ile kaplanarak gruplara ayrildilar. Bu grubun 17 adetlik
dislerinin ilk 9 tanesi, farkli 1s1i banyosu yapmaksizin
0.5'1ik bazik fuksin boyaya direkt olarak tabi tutulurken di-
ger 8 adedi yine bazik fuksin ig¢inde olduklari halde farkla
1s1 banyosuna tabi tutuldular. Isi denemesinde Ornekler
5°C ile 55°C ile 55 °C arasinda herbirinde 1 dakika bekletmek
sartiyla 125 kez yer degistirildiler. Farkli 1s1i banyosu uy-
gulanmayan grup diger grup tamamlanana kadarlik 140 dakikalaik

siire ig¢inde boyala plastik bir kapta bekletildi.

ORNEKLERIN BOYA VE FARKLI ISI BANYOSU ICIN HAZIRLANISI

Tim ana ve alt gruplardaki oOrnekler kaidelerinden
uzaklastirildilar. Restorasyonlarin 2 mm kadar uzaindan Or-
neklerin her tarafi O6nce iki tabaka seffaf tirnak cilasi ve
sonra bir tabaka poliiiretan cila ile kaplandilar (Resim 6).
Daha sonra o6rnekler Z 0.5'lik bazik fuksin boya iginde 5°C
ile 55°C arasinda her biri iginde birer dakika bekletildiler.

Islem 125 kez tekrarlandx.

Bazik fuksin asagida formiilde verildigi gibi hazirlanda:

FUKSIN (anilin)

Anilin 1 ml
Distile su 20 ml
Asid fuksin 4 gm

Farkli 1s1 bonyosunu takiben 6rnekler 15 dakika siirey-
le distile suda bekletildikten sonra pompalandilar (Resim
6a). Daha sonra seffaf akrilik blok i¢inde monte edilip me-
sio distal y6énde yilksek devirli elmas kesici diskle* (p)
mesio distal yoénde ikiye ayrildilar (Resim 7,8). Ornekler
dikkatlice polisajlanip cilalandilar (Resim 9,10). Tim Srnek-

ler bir 1sik mikroskobunda¥** (r) polisajin hemen ardindan

*Buehler Wafering Blade
*Reichert. metallogreth



mikrosizinti tesbiti i¢in incelendiler. Bazik fuksin boyasi-
nin yayilmasiyla gésterilen mikrosizinti ana gruplar 1,
2 ve 3'de tiim restorasyonlarin servikal bdlgesinde asagidaki
degerlendirmeye gore belirlendi (Sekil 3):

0 - sizinti yok

1l - sizinti sementi kaplamis dentime ulasmis (2. grup
1 ve 2. alt gruplari i¢in mineyi kaplamis, dentine ulasmis)

2 - sizinti dentinde

3 - sizinti dentinin ortalarinda

4 - sizinti cam iyonomer simana ulasmis

5 - sizinti aksiyopulpal duvara ulasmis.

4. ana grubun degerlendirmesi ise, yayilmanin yo-
gunluk derecesi, yayilmanain oldugu ylizeyler ve sement mine

birlesiminin anatomik yapasi seklinde yapilmistair.

Yayilmanin yogunluk derecesi ig¢in degerlendirme:

sizinti yok
- s1zintl sadece sement yiizeyinde lokalize
sizintl sementi kaplamis durumda

— sizinti dentine ulasmis durumda

~N W N O
|

- sizinti dentin tiiblilleri yoluyla pulpaya ulasmis

durumda

Yayilmanin oldugu yiizeyler:

I - servikal bélgede lokalize

II -~ kok orta ligliisiinde lokalize
ITTI - apekste lokalize
IV - tiim sement yiizeyi boyunca lokalize

Sement mine birlesiminin anatomik yapisi:

A - sement mine {izerini kaplar

B - sement mine birlesmemis durumda
C - mine sement uguca birlesmis

D - mine sement {izerini kaplar
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SCANNING ELEKTRON MIKROSKOP (SEM) INCELENMESI

Degisik gruplardan alinan 10 adet disin mine sement
birlesimi scanning elektron mikroskobuna* (s) hazirlandi. Or-
nekler scanning elektron mikroskobu i¢in bazik fuksin boyadan
glkarlldlktan sonra 24 saat boyunca desikatérde nemden ari-
ti1lmak icin bekletildiler (Resim 11). Akrilik bloktan temiz-
~lenerek metal silindir blokcuklarin iizerine, SEM'de goriintiisii
istenen kisim serbest olup yukari bakacak sekilde yerlesti-
rildiler. Coating makinesinde yeterince altin tozla kaplanmak
igin bekletildiler, tamamiyle net bir sekilde Ornegin her ta-
rafi kaplaninca g¢ikarildilar (Resim 12,13). Scanning elektron
mikroskobuna birer birer yerlestirilerek direkt gézlem yoOn-

temiyle goriintiileri alinmis oldu.

BULGULARIN ANALIZINDE KULLANILAN ISTATISTIKSEL YONTEMLER

Bulgularin istatistiksel olarak degerlendirilmesinde
6nce sizintl derecelerine gdre frekanslarin ylizde oransal da-
gilimlar: belirlenmistir. Bu oranlar yardimi ile gruplarin
sizint1 derecelerinin karsilastirilmasi yapilmistair. Daha
sonra, gruplardan elde edilen bulgularin aritmetik ortalamala-
r1, standart sapmalari ve degisim katsayilari hesaplanmisgtair.
Aritmetik ortalamalar arasindaki farklarin anlamli olup ol-
madigina karar verebilmek igin varyans analizi (F-testi)**
ve t-testleri*** kullanilmistir. Dagilimin diizensiz oldugu
gruplar igin yapilan Mann-Whitney U-testi**** bir cesit sag-
lama olarak kullanilmistair. Bulgulérln degerlendirilmesi 0.05
hata payina gdre yapilmistar. Hernekadar farkli hata payla-
rini da gruplarin .hassasiyeti i¢in ele aldiysak da degerlen-

dirme 0.05'e gdre yapilmistir.

* ISI Super 3A Unit
*¥*F-testi.

Birden fazla bagimsiz Ornegin aritmetik ortalamalari
arasindaki istatistiksel olarak anlamla olup olmadifi test



edilmek istendiginde basit varyans analizi olarak yararlani-
lan bir parametrik testtir.

k sayida Ornek igin bir temel hipotez olusturulur.
Ho:My=M9o=M3= ..... = My. Alternatif Hjy hipotezi ise H, hipo-
tezinin dogru olmadigini ifade etmektedir.

2
F = §§§ seklinde hesaplanmaktadir.
Sw

ni(T5-X)2 (nj-1)sj?
2 i=i 2 '
SB™ = ) s Swo o= -

o=
nmx

1

+n2+...+nk—k

=

Hesaplanan deger iki serbestlik derecesi: SDl = k-1

SD2 = n1+n2+...+nk~k

ve belirlenen o hata payi ile F tablolarindan bulunan F-tablo
(FT) degeri ile karsilastirilmaktadir.

F > FT ise Hl hipotezi

F < FT ise Ho hipotezi kabul edilir.

Ho hipotezinin kabul edilmesi, belirlenen hata paya
ile karsilastirilan Orneklerin alindigi ana kiitlelerin orta-
lamalari arasinda istatistiksel olarak fark olmadigani, H
hipotezinin kabulii ise ortalamalarin farkli oldugunu ifade
etmektedir.

Test sonucunda Hj3 hipotezi kabul edilirse hangi Orne-
gin veya hangi Orneklerin ortalamalarinin digerlerinden fark-
la oldugunu belirlemek ig¢in grup sayisi azaltilarak testin
tekrarlanmasi eya ortalamalarin t-testi ile test edilmesi ge-
rekecektir. Biz,ortalamalar arasindaki farklarin daha farkla
anlam seviyelerinde incelenebilmesi ig¢in varyans analizi so-
nu¢lari olumlu da olumsuz da olsa t-testlerini uyguladik.

¥F¥*¥t-testi

Iki bagimsiz kiigliik 6rnegin (n < 30) aritmetik ortala-
malari test edilmek istendiginde kullanilan testtir.

Ho: Temel hipotez, Orneklerin alindigi ana kiitlelerin
ortalamalari arasinda fark olmadigini iade edecektir,.

H,: alternatif hipotez ise tek veya ¢ift tarafli ola-
rak kurulabilir. Test ¢ift tarafli yapilirsa alternatif hipo-
tez, ortalamalar arasinda fark olmadigini ifade edecektir,
seklinde kurulacaktir. Test tek taraflia yapilirsa, alternatif
hipotez ortalamalardan birinin digerinden biliyiik veya kiiciik
oldugunu ifade edecektir, seklinde kurulacaktair.
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Testin tek veya ¢ift tarafli olmasina gdre belirlenen hata payi
() ve (n%+n2—2) serbestlik derecesi ile Student-t dagilimi tablolarindan

t-tablo ( T) degeri bulunur.
%X,
t = y— degeri hesaplanir.
x1l x2 '
2 2
Sooen =S,/ 2+ L sZ - (ny 78+ (ny 1% dir
X2 %2 -"x n; o, rTX nl+n2—2 '

Hipotezlerden biri kabul edilirken digeri reddedilebi-
lecektir,

Cift tarafli testlerde;
= tT<t<ttT ise Ho hipotezi
t<-tq veya T>ttp ise Hl hipotezi kabul edilir.

Tek tarafli testlerde, testin durumuna gore;
t<ttq veya t>-tqg ise Ho hipotezi,

t>ttT veya t<-tq ise Hl hipotezi kabul edilir.

*%**¥Mann-Whitney U testi

Daha 6nce soziinii ettigimiz F ve t testleri parametrik
birer testtir ve bu testlerin gegerli olmasi ana kiitle dagi-
liminin normal dagilim oldugu varsayimina baglidir. Paramet-
rik testlerin karsiti parametrik olmayan testlerdir ve bun-
larin uygulanabilmesi ig¢in yukarda sayilan varsayima gerek
yoktur.

Mann-Whitney U testi parametrik olmayan bir testtir
ve Parametrik t-testinin parametrik olmayan karsiligidir. Bu
testte Ho hipotezi, Orneklerin ¢ekildigi ana kiitlelerin ayni
oldugunu, H, hipotezi ise ana kiitlelerin farkli oldufunu ifa-
de etmektedir,

Ornek birim sayilarinin ayri ayri 20'den kiigiik olmasi
durumunda su sekilde yapilmaktadir:

— Ornek birimleri bir araya getirilerek kiigiikten biyii-
ge siralanir.

- Siralanan birimlere 1'den baslayarak sira numarasi
verilir. Sira numarasi verilirken degeri birbirine esit olan
birimlere verilmesi gereken sira numaralarinin aritmetik or-
talamalari alinarak, o birimlere sira numarasi olarak aritme-
tik ortalamanin degeri verilir.
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nl(nl+l)
5 - Tl degeri hesaplanir. Burada
n.,; birinci 6rnegin, nys; ikinci O6rnegin birim sayisidair. Tl’
birinci O6rnekte yer alan birimlerin sira numaralari toplami-~
dir.

Uo: nl,n2

Hesaplanan Uo degeri test ig¢in belirli hata paylarina
gére ve farkli Ornek birim sayilarina gére diizenlenmis tablo-
lardan bulunan degerlerle karsilastarilir. Hesaplanan deger
veya degerler tablodan bulunacak degerlerin arasinda ise Ho,
arasinda degil ise H; hipotezi kabul edilir(2,32,57,78).

Bulgularimizda t-testi sonug¢lari, Mann-Whitney U testi
sonug¢lari ile desteklenmistir. Degerlendirmeler bu bilgiler
izerinden yapilmistar.
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Sekil 3. 1., 2. ve 3.gfuplar (Brillant Direkt Inlay Kompozit o Fulfil
Kompozit, Seffaf o Opak Matriks, Modifiye Kavite Calismasi)
i¢in Sizinta Degerlendirme Kriteri

ciS : Cam fyonomer Siman — MSB : Mine-Sement Birlesimi
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Resim 1. Tim gruplarda ara kaide maddesi olarak kullanilan
cam iyonomer siman.
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Resim 2. 2.grup opak matriksli gruplari disinda tim gruplarda
kullanilan seffaf matriks band ve takozlarz.



Resim 3. Kullanilan scotchbond bonding ajani.

Resim 4. Fulfil hibrid kompozit dolgu maddesi ve karpil si-
ringasi



Resim 5. Brillant Direkt Inlay Sisteminin firinlama makinasi.

Resim 5a. Inlay &rneklerinin Brillant Direkt Inlay Sistemli
firina yerlestirilisi.



Resim 6. Orneklerin boya ve farkli 1si banyosu uygulanmadan
once tirnak cilasi ve poliiliretan cila ile kaplanma-~
larzy.

Resim 6a. Boya ve farkli 1s1 banyosuna uygulanmis &Srnegin po-
lisajlanma Oncesi gdriiniimi.



Resim 7. Orneklerin elmas diskle mezio-distal yénde kesimi.

Resim 8. Mezio-distal yonde elmas diskle kesilen bir ornegin
i¢ kesiti.



Resim 9. Akrilikten aritilan Orneklerin zimparalanmaszi.

Resim 10. Zimpara sonrast orneklerin polisajlanm asi.



Resim 11. Scanning Elektron Mikroskobu di¢in Orneklerin 24
saat once desikatdorde nemden aritilmasi.

Regim 12. Desikatdrden ¢ikan Srnegin Coating makinasinda altan
tozu ile kaplanma islemi.



Resim 13. Coating makinasindan ¢i1kan ve Scanning Elektron
Mikroskobu i¢in hazir olan Srneklerin goriiniimii.



BULGULAR

Arastirmamizda mikrosizinti olayi 1in vitro olarak,
kavite preparasyonu yapilmamis daimi posterior dislerde ve
yine daimi posterior digslerde hazirlanan klass 2 tip kavite-
lerde g¢esitli preparasyon teknikleri, kompozit maddeleri,
yerlestirme, madde ve metodlari kullanilarak; boya ve farkla
1s1 banyolara, 1s1k ve elektron mikroskop tekniklerinin

kombinasyonlari sonucu bulgular de3erlendirilmistir.

Elde ettigimiz sonuglara bir géz atarsak;

1. ana grupta Fulfil ve Brillantxkompozit maddelerinin
direkt ve direkt inlay sistemleri ile uygulanislarinda elde
edilen mikrosizinti bulgulari Tablo 1'de goriilmektedir. Ful-
fil grubunda 12 &rnegin 5'i sifir diizeyinde sizinti gdstererek
tiim alt gruplar ig¢inde bu diizeyde Ornek ¢ogunlufunu gbster-
mektedir., Brillant Direkt Inlay ve Fulfil Direkt Inlay bir
dizeyinde oldukga ¢ok Ornek gdsterdiler. Fulfil, bes diizeyin-
de hig¢ bir Ornek gostermezken Brillant ve Fulfil Direkt Inlay

bu diizeyde az da olsa 6rnek bulundurdular.

Tablo 1'de frekansi verilmis olan gruplarin oransal
degerler Tablo 2'de gdriilmektedir. Yiizde 41.6 ile en yiiksek
0 diizeyi degeri Fulfil grubunda iken 5 diizeyinde yiizde 16.6
gibi yiksek bir degerle Brillant Direkt Inlay en ¢ok Ornegi

gOostermektedir.



Fulfil alt grubuna ait bulgular Grafik 1l'de goériilmek-
tedir. Bulgular sifir diizeyinde oldukca ylksek bir degerdey-
ken genelde diger diizeylerde g¢ok hizlai bir diisiis gdstermek-
tedir.‘Brillant Direkt Inlay grubuna ait bulgular ise Grafik
2'de gorilmektedir. Bu grupta bir diizeyinden itibaren keskin
bir diislis gdriilmektedir. Olay sifir ve ii¢ dizeylerinde yogun-
lasmakta, ¢ ila bes diizeyleri arasinda sabitlesmektedir.
Fulfil direkt Inlay grubunun bulgulari Grafik 3'de gériilmek-
tedir. Bir diizeyine hizli bir ¢ikis gdzlenirken bu diizeyden
sonra olay i¢ noktasinda sifirlanmakta, tekrar bir noktadan
itibaren sifir ve ii¢ noktasinda gdriilen ¢i1kis kadar olmasa
da yine bir ¢ikis ve inis gdzlenmektedir. Diger bir yaklasim-
la olayda sifir ve ili¢ noktasinda biiyik bir dalga, ilig ve bes
noktalari arasinda daha kii¢ik bir dalga gérilmektedir. Durum

dalgali bir karakter géstermektedir.

1. Ana grubun ¢ alt alt grubuna ait mikrosizinti de-
gerlerinin kiyaslandigi: slitun grafigi Grafik 4'de goriilmekte-
dir. Sifair diizeyinde en yiksek seviveye Fulfil grubu ulasir-
ken, bir dizeyinde en ¢ok sizintiyi Fulfil Direkt Inlay grubu
gosteriyor. Uc¢ diizeyinde Fulfil Direkt Inlay hig¢ bir O&rnek
gbstermezken, dort diizeyinde diger iki gruptan "daha fazla,
bes diizeyinde ise Brillant Direkt Inlay'den daha az sizinti

géstermektedir.

Tablo 3'de 1. ve 3. ana grup bulgularinin ortalama,
standart sapma ve degisme katsayilari goriilmektedir. Fulfil
ve modifiye/fulfil gruplarinin ortalamalarai yakin degerler
gosterirken, Brillant Direkt Inlay ve Fulfil Direkt Inlay or-
talamalari da yaklasik degerler vermektedirler. En kicik
standart sapmayi gdsteren modifiye/fulfil grubunu 1.337 ile
Fulfil grubu takip etmektedir. Degisme katsayisi en kiigik
olan grup Brillant Direkt Inlay'dir.



Tablo 4'de 1., 2. ve 3. Gruplari F-testi sonug¢lari go-
rilmektedir. 1. grup i¢in yapilan F-testi 0.05 hata payi ile
anlamsiz bulunmustur. 1. ana grubun alt gruplari ic¢in yapilan
tek tarafla t-testi sonuglara da F-testini takiben Tablo 5a’'-
da gobrilmektedir. Test 0.05 ve farkli hata paylarina glre ya-
piimistar. Fulfil ve Brillant Direkt Inlay gruplari aritmetik
ortalamalarinin kiyaslamasinda Brillant Direkt Inlay'in arit-
metik ortalamasanin Fulfil'den biiyik oldugu hem 0.05 hem de
farkla hata paylari ile incelendiginde yine 0.05 ile anlamlz

bulunmustur.

Fulfil ve Fulfil Direkt Inlay gruplarinin aritmetik
ortalamalari arasindaki fark 0.05 hata pay:i ile anlamsiz bu-
lunurken 0.10 ile anlamli bulunmustur. Brillant Direkt Inlay
ve Fulfil Direkt Inlay gruplarinin aritmetik ortalamalarz
arasindaki fark da 0.05 hata payi ile anlamsizken 0.40 gibi
biyiik bir hata payi bile gdze alindiginda anlamsiz bulunmus-
tur. Tablo 5b'de 1. ana grup alt gruplarinin t-testi sonug-
larinin bir ¢esit saglamasi olarak yapilan Mann-Whitney U
testi sonuglari goriilmektedir. Sonug¢lar, Fulfil ve Brillant
Direkt Inlay gruplarinin aritmetik ortalamalari arasindaki
farkin bu testte 0.05 hata payi ile anlamsiz bulunmasi disin-—
da diger gruplar i¢in ayni sonuc¢lari vermistir. Bu ilk grupta
¢ikan farklilik da ¢ok az bir farkla meydana gelmektedir. Bu

nedenle t-testi sonu¢lari degerlendirmede esas alinmigtair,

2. ana grubun alt gruplarina ait mikrosizinti bulgula-
ri1 Tablo 6'da gériilmektedir. Sifir diizeyinde en ¢ok &rnegi
bulunan seffaf/mine grubudur. Opak/sementin sifir, bir ve iki
diizeylerinde hi¢ bir drneginin bulunmayisi ¢ok dilgingtir.
Seffaf/mine grubu da ii¢g, dort ve bes diizeylerinde hig¢ bir or-
nek gOstermemektedir. Bes diizeyinde Ornegi olan tek grup
opak/sementtir. 2. ana grup alt gruplarinin oransal degerleri
Tablo 7'de goriilmektedir. Seffaf/mine sifar diizeyinde 83.3
orani ile oldukga yiksek bir deger vermektedir. Bunu 41.6 ile

seffaf/sement takip etmektedir.



Opak/mine grubuna ait bulgular Grafik 5'de gorilmekte-
dir. Sifar ve ii¢ arasinda sol tarafta yogunlasma gdriiliirken,
ic ve bes arasinda 92 siddetli bir dalgalanma farkedilmekte-
dir. Seffaf/mine grubunun bulgulari Grafik 6'da gorilmekte-
dir. Sifir ve ii¢ arasinda siddetli azalan karakterli bir da-
gilma izlenimi vermektedir. Opak/sement grubuna ait bulgular
Grafik 7'de goriilmektedir. Sifir ve iki arasinda hig¢ bir de-
gismenin olmadigir gdzlenirken iki ve bes arasinda normale ya-
kin bir dagilma vermektedir. Seffaf/semente ait bulgularin
grafigi Grafik 8'de goriilmektedir. Sifir ve l¢ ddneminde sid-
detli bir azalma goriiliirken ii¢ ve bes arasinda azalmanin sid-

deti yavaslayarak sifira ulasilmistar.

2. ana grup alt gruplarinin situn grafigi Grafik 9'da
gbriilmektedir. Sifir diizeyinde en yiiksek degere seffaf/mine
grubu ulasmisken, bir diizeyinde seffaf/sement en yiksek ol-
maktadir. Opak/mine iki dizeyinde -en yiiksek olan grup olur-

ken, opak/sement bes diizeyinde tek grup olarak bulunmaktadir.

Tablo 8'de 2. ana grup bulgularinin ortalama, standart
sapma ve degisme katsayilari goriilmektedir. Seffaf/mine grup-
lar icginde en kiigiik ortalamaya sahiptir. Yine -seffaf/mine
standart sapmasi en kig¢iik olmakla merkezde yogunluk gosteren
tek grup olmaktadir. Opak/sement'de degisme katsayisi en kii-

¢iik olan gruptur.

Tablo 4'de 2. ana grup alt gruplarinin aritmetik orta-
lamalari arasindaki farkin anlamli olup olmadigini belirlemek
i¢in yapilan F-testi sonug¢lari gérilmektedir. Grup ortalama-
lari arasindaki fark 0.01 hata payar ile anlamla bulunmustur.,
2. ana alt gruplari arasindaki farkin 0.05 ve farkli hata
paylarina gore tek tarafli t-testi sonuglari Tablo 9a'da goé-
riilmektedir. Opak mine ve seffaf/mine gruplarinin aritmetik
ortalamalari 0.05 diizeyinde anlamli bulunmustur. Bu seffaf/

mine grubunun aritmetik ortalamasi opak mineden kii¢iktiir an-



lamina gelmektedir. Opak mine grubunun aritmetik ortalamasi
opak sement grubunun aritmetik ortalamasindan kii¢cik olusu
0.05 hata payi ile anlamli bulunmaktadir. Opak mine ve seffaf
sement gruplari arasindaki fark 0.05 diizeyinde anlamsizken
0.25 hata payinda anlamli bulunmustur. Seffaf mine/opak se-
ment gruplarindan seffaf minenin aritmetik ortalamasinin kii-
¢iik olusu 0.05 hata pay:r ile anlamli bulunmustur. Seffaf mine
ve seffaf sement gruplari 0.05 ve 0.025 hata paylarinda an- .
lamly gorilmiislerdir. Opak sement ve seffaf gruplarinin arit-
metik ortalamalara: arasindaki fark da 0.05 hata pay: ile an-
lamli bulunmustur. Tablo 9b'de 2. grubun Mann-Whitney test
sonuglari gdriilmektedir. Tablo 9a'da yapilan t-testinin bir
¢esit saglamasi olan Mann-Whitney U testi sonuglari, t-testi
sonu¢lari ile ayni olup desteklemekte oldugu ig¢in t-testi so-

nuglari degerlendirmeye esas olarak alinmistir.

3. ana gruba ait mikrosizinti degerleri Tablo 10'da
goriilmektedir. Grup, O6rnek c¢oklugunu bir ve iki diizeylerinde
olustururken dort ve bes diizeylerinde hig¢ bir 6rnek gdsterme-
mistir. 3. ana gruba ait bulgularin yiizde oranlari Tablo
11'de gériilmektedir. Modifiye/Fulfil gruplarinin bulgularz
Grafik 10'da ¢izgisel olarak goriilmektedir. Grafik 11'de ayna
grbun 1. ana grup alt grubu olan Fulfil grubu ile kiyaslanan
situn grafigi Grafik 11'de gorilmektedir. Sifzir diizeyinde

fulfil grubu tek basina drnek godstermektedir.

Tablo 4'de 1. ve 3. ara gruplarin aritmetik ortalama-
lara arasinda farkain anlamli olup olmadigini belirlemek icin
yapilan f-testi gorilmektedir.F-testi sonucu 0.05 hata pay1
ile anlamsiz bulunmustur. 1. ve 3. ana gruplar arasinda yapi-
lan tek tarafli t-testi sonug¢lari 0.05 ve farkli hata paylara
ile Tablo 12a'da goriilmektedir. Mann-Whitney U testi sonug-
lari1 Tablo 12b'de goriilmektedir. Test sonuglari t-testi so-
nuglarini desteklemekte oldugu ic¢in degerlendirmede esas ola-

rak t-testi sonuclari ele alinmistir. Tablo 12a'da Modifiye/



Fulfil ve fulfil gruplarinin aritmetik ortalamalari arasinda-
ki fark 0.05 hata payi ile anlamsiz bulunmustur. Modifiye/
Fulfil ve Brillant Direkt Inlay gruplari arasindaki fark 0.05
hata pay:r ile anlamlai bulunmustur. Modifiye/Fulfil grubunun
aritmetik ortalamasi daha kiigciik bulunmustur. Modifiye/Fulfil

ve Fulfil Direkt Inlay gruplari arasindaki fark 0.05 hata pa-

yi1 ile anlamsiz bulunmu@tur.

Tablo 13'de 4. ana gruba ait 1. alt grubu olan yoZun-
luk derecesinin gosterdigi frekans ve ylizde deferleri goriil-
mektedir. Farkli 1s1 banyolu ve banyosuz olarak ayrilan grup-
lardan farkli 1s1 bonyosuz olan grup bir diizeyinde 0.75 iken
0.25 ile iki diizeyinde yogunluk géstermektedir. Farkli 1sa
banyolu grup 0.66'lik degerle ii¢ diizeyinde bulunurken diger
Ornekler esit bir sekilde 0.11 ile bir, iki ve do6rt diizeyinde
dagilmaktadir. Grafik 12'de yogunluk derecesi grubunun siitun

grafigi goOriilmektedir.

4. ana grup 1. alt grubuna ait bulgularain ortalama,
standart sapma ve degisme katsayilari Tablo l4'de goriilmek-
tedir. Farkli 1s1 banyolu grup ortalama olarak daha biiyik de-
gere sahiptir. Farklai 1s1 banyosuz grubun standart sapmasi
daha ¢ok merkeze yakin bulunmustur. Farkli 1s1 bonyolu grubun
degisme katsayisi daha kiigiiktiir. Tablo 15a'da bu grubun tek
tarafli t-testi sonuglari gorilmektedir. Gruplarin aritmetik
ortalamalar: arasindaki fark 0.05 hata payi ile anlamli bu-
lunmustur. Bu anlamlilik Tablo 15b'de gdriilen Mann-Whitney

U testi sonug¢lari ile desteklenmektedir.

Tablo 16'da 4. ana grubun 2. alt grubu, yogunluk yii-
zeylerinin frekans ve yiizde degerleri goriilmektedir. Farkla
1s1 banyolu ve banyosuz olarak incelenen gruplardan, farkla
181 banyosuz grupta 0.625 ile dort diizeyi ¢ogunlugu gister-
mektedir. Farkli 1s1 banyolu grupta ise yogunlasma 0.88 orani

ile bir diizeyinde g&rilmektedir. Grafik 13 bu grubun grafigini



gbstermektedir. Farkli 1si banyolu grupta dagilim U dagilimi-
na benzemekte, maksimum degerler her iki limit bélgelerinde
bulunmaktadir. Farkli 1s1 banyosuz grup azalan karakterli bir

goriiniimdedir.

Tablo 17'de 4. ana grubun 3. alt grubu, mine sement
birlesiminin frekans ve ylizde degerleri goriilmektedir. Farklz
181 banyosuz grup D diizeyinde yogunlasirken farkli 1s: banyo-
lu grup 0.44 oraniyla D dizeyinde, 0.22 ve 0.11 degerleri ile
A ve B diizeylerinde dagilmaktadir. Grafik 1l4'de bu grubun
¢izgisel grafigi gorilmektedir. Mine sement birlesiminin
farkli 1s1 banyosuz grubunun A ve C bdlgesinde bir degismez-
1ik oldugu C bdlgesinden baslayarak yukariya dogru siddetli
bir artma egilimi goriilmektedir. Ayrica mine sement birlesi-
minin farkli 1s1 banyolu grubunda ise A ve C bdlgesinde hig
bir degisiklik géstermemesine karsin C bdlgesinden itibaren

diger gruba gore daha az artis egilimi goriilmektedir.

Grafik .15'de 1. ve 3; ana gruplarda uygulanmis olan
farkly: preparasyon tekniklerinin siitun grafigi gdriilmektedir.
Fulfil grubu siddetle azalan bir egilim g&sterirken, Brillant
Direkt Inlay grubu daha az siddetle azalip bes diizeyinde bir
artis gostermektedir. Modifiye/Fulfil grubu bir ve iig deger-

leri arasinda daha yogunken ani bir azalma gOstermektedir.

Grafik 16'da siitun grafiginde Fulfil ve Brillant Di-
rekt i1nlay gruplarinin farkli dolgu maddeleri agisindan kar-
silastirilmalara goriilmektedir. Fulfil grubu baslarda bir yo-
gunluk gosterirken Brillant Direkt Inlay grubunda bu yogun-

lasma orta degerlerde g&zlenmektedir.

Grafik 17'de Fulfil, Brillant Direkt Inlay ve Fulfil
Direkt Inlay gruplari farkli yerlestirme teknikleri agisindan
kiyaslandiginda fulfil grubu diz sayilabilecek bir egri ile

ani bir diisiis gosterirken Fulfil Dirket Inlay dalgali bir



karakter vermekte ve Brillant Direkt Inlay baslangigta yogun

sonra yikselen bir egilim gdstermektedir.

1. ana grup 1. alt grubu olan Fulfil grubuna ait
mesio-distal yonde kesilmis bir oOrnege ait gorinti Resim
14"'de goriilmektedir. Ornek sifar diizeyinde sizinti gbstermek-
tedir. Brillant Direkt Inlay grubunda Cam iyonomer simani ge-
gerek aksiyopulpal duvara -ulasan boya dagilimi sizintinin bes -
dizeyinde bulunusunu gdstermektedir (Resim 15). Fulfil Direkt
1nlay grubunda servikalde bir diizeyinde sizinti gdsteren Or-
negin okluzalinde goriilen boya dagilimi, Orneklerin resim
cekilme =zamanina kadar gecen siirede su icginde bekletilmele-
riyle boya molekiillerinin diger araliklara sonradan dagilma-
sindan kaynaklanmaktadir (Resim 16). Opak matriksin kullanil-
d1gax gruplarda boya yayilimai olduk¢a derin ve yogun elde
edilmektedir (Resim 17). Seffaf matriks diseti basamagi mine-
de bitirilen gruplarda uygulandifinda sizinti diizeyi oldukca

en az olan grup olarak belirlenﬁi§tir (Resim 18).

Opak matriks diseti basamagi minede oldufu halde olduk-
¢a derin ve yogun bir sekilde sizinti goéstermektedir (Resim
19). Preparasyonsuz hazirlanan gruplarda, farkli 1isi banyosu-
nun uygulanisi boya dagiliminin daha ¢ok servikal ve apekste
yogunlasmasina etken olmaktadir (Resim 20). Uzerinde calisi-
lan orneklerde, 6zellikle Scanning elektron mikroskobuna ha-
zirlanmalari sirasinda yan etkilerden kaynaklanan birgok ar-
tifact ¢ikmistair. Hernekadar makine sogutulsa da dentin, se-
ment ¢atlamalari yer yer meydana gelmistir (Resim 21,24,25).
Hekimin sebep oldufu travma ile sement dokunun biitiinliigi kay-
bolmustur (Resim 31). Mikrosizinti veren drneklerde kompozit
dolgu maddesi esneme gdstermistir (Resim 22). Bu esneme kavi-
te yilizeyine dolgu maddesi arasinda aralanmayla sonlanmakta-
dir (Resim 23,28,29). Brillant Direkt Inlay kompozit maddesinin ig¢ ylize-
yinde yapisal bozukluga rastlanmistir (Resim 26,27). Cam iyonomer sima-
nin, elektron mikroskobuna hazirlanirken ¢atlamalarin meydana gelisinin

yanisira sizintiyl engelleyemedigi de gozlenmistir (Resim 30).



1. ANA GRUP

Tablo 1

1. Ana Grub, Brillant Direkt Inlay Kompozit o Fulfil Kompozi-
tin Mikrosizinti Degerleri

Sizinti Derecesi
Restorasyon 0 1 2 3 4 > N
Sistemleri
Fulfil S 3 2 1 1 - 12
Brillant
Direkt Inlay 1 4 3 1 1 2 12
Fulfil
Direkt Inlay 1 3 2 - 3 1 12
Tablo 2

1. Ana Gruptaki (Brillant Direkt Inlay Kompozit @ Fulfil Kom-
pozit) Verilerin Yiizde Oranlarz ‘

Yizde Degerleri 0. | 1 2 3 4 5

Fulfil 41.6 ) 25.0 | 16.6 8.3 8.3 0.83

Brillant Direkt Inlay 8.3 ] 33.3 1 25.0 8.3 8.3 1 16.6

Fulfil Direkt Inlay 8.3|41.6116.6]0.83|25.0| 8.3
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Grafik 1: Alt Grup 1'de Fulfil Orneklerinin Bulgulari
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Grafik 3. Alt Grup 3'de Fulfil Direkt Inlay Orneklerinin
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Tablo 3

1. (Brillant Direkt Inlay Kompozit a Fulfil Kompozit) ve 3.
(modifiye/fulfil) Ana Gruptaki Bulgularin Ortalama, Standart
Sapma, Degisme Katsayilara

Ornek -
Birim Ortalamalar S%?ndart Degisme
apma Katsayisi
Sayisi
Fulfil 12 1.166 1.337 1.146
Brillant Direkt Inlay 12 2.25 1.658 0.736
Fulfil Direkt Inlay 12 2.166 1.642 0.758
Modifiye/Fulfil 12 1.25 0.965 0.772




Tablo 4

1. (Brillant Direkt Inlay Kompozit a Fulfil Kompozit), 2.
(modifiye/fulfil) Gruplarain

(Seffaf a Opak Matris), 3.

F-Testi Sonug¢lara

1. (Brillant Direkt Inlay Kompozit & Fulfil Kompozit) Grup

Grup Hesaplanan
Ana Gruplar Sayisi 1.S.D. 2.8.D. F-Degeri Sonuc
1 3 2 33 1.81 i > 0.05
nlamsiz
' ‘ P> 0.05
1+3 4 3 44 1.97 Anlamsiz
2 4 3 4t 27.09 P <0.01
: Anlamla
Tablo 5a

t~test Sonuglara

Alt Gruplara

SONUG
Alt Gruplar X, | X, |sp|'psaplenan) o5 | Farkl
ST hata hata
pay1i - paylari
Fulfil/
. . P<0.05 P<0.05
Brillant Direkt | 1.166 | 2.25 22 1.762 Anlamli Anlamsiz
Inlay
-
Fulfil/
Fulfil Direkt |1.166|2.166| 22 | 1.636 | £20:05 | P<0.10
Anlamsiz{ Anlamla
Inlay
Brillant Direkt
Tnlay/ 2.25 |2.166 | 22 | 0.256 |, 9-07 izgéiglz
Fulfil Direkt
Inlay
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Tablo 5b

1. Ana Grup (Brillant Direkt Inlay o Fulfil Kompozit)
Alt Gruplar: Mann-Whitney U Testi Sonuglara

SONUC
Hesaplanan
Alt Gruplar Degerler Farkli Hata
0.05 Hata Payz1
Paylara
Fulfil/Brillant P <0.10
Direkt Inlay 42.5-101.5 Anlamsiz Anlamla
Fulfil/Fulfil
Direkt Inlay 44,.5-99.5 Anlamsiz P < 0.10
Brillant Direkt Inlay P > 0.10
Fulfil Direkt Inlay 68-76 Anlamsiz Anlamsiz
Tablo 6
Ana Grubun (Seffaf/Opak Matriks) Mikrosizinti Degerleri
Sizinti Derecesi
>
1Restorasyon 0 1 “ 3 4 2 N
“YSistemleri
Opak/Mine 2 2 7 - 1 - 12
Seffaf/Mine 10 1 1 - - - 12
Opak/Sement - ~ ~ 5 5 2 12
Seffaf/Sement 5 3 2 1 1 - 12

Opak: opak matriksli - Seffaf: seffaf matriksli

Mine: mine-sement bilesiminin iistiinde

Sement: mine-sement bilesiminin altinda




Tablo 7
2.Ana (Seffaf/Opak Matriks) Gruptaki Verilerin Yiizde
Oranlarz
Yizde Degerleri 0 1 2 3 4 5
Opak/Mine 16.6 | 16.6 | 58.3 | 0.83 8.310.83
Seffaf/Mine 83.3 8.3 8.370.83})0.83]0.83
Opak/Sement 0.8310.83}10.83|41.6|41.6 1) 16.6
Seffaf/Sement 41.6 | 25.0 | 16.6 8.3 8.310.83

Sikhik ytizdeler
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Grafik 5: Alt Grup 1'de Opak/Mine Orneklerinin Bulgulara
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Grafik 6: Alt Grup 2'de Seffaf/Mine Orneklerinin Bulgulari




401

30L

Toplam mek sayis1 #12

(2¢}
[
[=3

10{

Sixhik

1 z 3 d 3
Sizint dereceler
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Grafik 8: Alt Grup 4'de Seffaf/Sement Orneklerinin Bulgulari
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Grafik 9: 2.Ana Grup'ta Opak/Seffaf matrislerle diseti duvari Mine/
Sement'te bitirilen orneklerde mikrosizintinin kiyaslamasi.



Tablo 8
2.Ana (Seffaf/Opak Matriks) Grup Verilerinin Ortalama,

Standard Sapma,

Degisme Katsayilarz

2. Grup Ortalama Standard Sapma Kgiiii?gl
Opak/Mine 1.666 1.073 0.644
Seffaf/Mine 0.25 0.621 2.484
Opak/Sement 3.75 0.753 0.200
Seffaf/Sement 1.166 1.337 1.146

Tablo 9a

2. Ana (Seffaf/Opak Matriks) Grup Alt Gruplari t-testi
Sonuglara

SONUGC
Alt Gruplar 'Xl 22 SD Hgiégiigin 0.05 Farkla
& Hata Hata
Paya Paylarz
Opak Mine/ P<0.05 | P<0.0005
Seffaf/Mine 1.666 | 0.25 22 3.958 Anlamly | Anlamls
Opak Mine/ P<0.05 | P<0.0005
Opak Sement 1.666 | 3.75 22 +5.505 Anlamli | Anlamla
Opak Mine/ P>0.05 | P<0.25
Seffaf Sement 1.666 | 1.166 | 22 1.010 Anlamsiz Anlamli
Seffaf/Mine/ P<0.05 | P<0.0005
Opak Sement 0.25 13.75 22 +12.412 Anlamli | Anlamlx
Seffaf Mine/ P<0.05 | P<0.025
Seffaf Sement |O0t2° |1-1661 220 42,154 o 1a | Anlamla
Opak Sement/ P<0.05 | P<0.0005
Seffaf Sement 3.75 1 1.166 | 22 5.831 Anlamli { Anlamla




2.

Tablo 9b

Ana (Seffaf/Opak Matriks) Grup Alt Gruplari Mann-Whitney

U Testi Sonug¢lara

SONUGC
Hesaplanan
Alt Gruplar Degerler - Farkli Hata
0.05 Hata Paya
Paylara
Opak Mine/ , P < 0.005
Seffaf Mine 20.5-123.5 Anlamli Anlamly
Opak Mine/ P < 0.005
Opak Sement 22.5-136.5 Anlamly Anlamla
Opak Mine/ P < 0.10
Seffaf Sement >1.5-92.5 Anlamsiz Anlamlay
Seffaf Mine/ P < 0.005
Opak Sement - las s Anlamla
Seffaf Mine/ P < 0.05
Seffaf Sement O 2 AT Anlamla
Opak Sement/ ' P < 0.05
Seffaf Sement U~ SISt Anlamla
Tablo 10

3. Ana Grubun (Modifiye/fulfil) Mikrosizinti Degerleri

Sizinti Derecesi
> /
lRestorasyon 0 1 2 3 * > N
Sistemleri
Modifiye/Fulfil 3 4 4 1 - - 12
Fulfil (Kontrol) 5 3 2 1 1 - 12
Tablo 11
3. Ana Gruptaki (Modifiye/Fulfil) Verilerin Yizde Oranlarz

Yiizde Degerleri 0 1 2 3 4 5 |
Modifiye/Fulfil 25.0| 33.3| 33.3) 8.33| 0.83 0.83)
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1.

Tablo 12a

(Brillant Direkt Inlay o Fulfil Kompozit) ve 3.
Fulfil) Ana Gruplar Ic¢in Yapilan Tek Tarafli t-test sonuclari

(modifiye/

1. (Brillart Direkt Inlay

Fulfil Kompozit) ve 3. (Modifiye/Fulfil) Ana

Gruplari Mann-Whitney U testi Sonuclari

SONUC
Alt Gruplar X, | X, |sp [Hesaplanani g o5 | parkn
eserier Hata Hata
Payi Paylary
Modifiye/Fulfil A P>0.05 P>0.40
Fulfil 1.25 | 1.166 | 22 0.175 Anlamsiz | Anlamsiz
Modifiye/Fulfil < <
Billart Direkt | 1.25 | 2.25| 22 | +1.806 |- 0-02 | F0.0
Anlamla | Anlamli
Inlay
Modifiye/Fulfil N <
Fulfil Direkt | 1.25 |2.166 | 22 | +1.667 | 0-05 1 F<0.10
Anlamsiz | Anlamsiz
Inlay
Tablo 12b

: SONTUGC
Hesaplanan
Alt Gruplar Degerler Farkli Hata
0.05 Hata Payz1
- Paylarz

Modifiye/Fulfil 64~80 Anlamsiz iniagéig
Modifiye/ P < 0.10
Brillart Direkt Inlay 48-96 Anlamsiz Anlamlz
Modifiye/ _ P < 0.10
Fulfil Direkt Inlay o1.5-92.5 Anlamsiz Anlamlz
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Tablo 13

4.Ana Grup (Preparasyonsuz o6rnek ¢alismasi) l.Altgrubunun

Frekans ve Yiizde Degerleri

YOGUNLUK DERECESI
Sizinta
Dereesi Frekans- | Farkli Isi Banyosuz | Frekans- { Farkl:i Isi Banyolu
lar Yiizde Oranlara Yiizde Oranlara
0 - - - -
2 2 0.25 1 0.11
3 - - 6 0.66
4 - - 1 0.11

diga ve uygulanmadigr kosullarda boya yayilmasina iliskin
grafik.

Tablo 14

4. Ana Grup 1. Alt Grubunun Verilerinin Ortalama, Standard Sapma,
Degisme Katsayilari

4. GRUP Ortalama | Standart Sapma | Degisme Katsayisi
Farkli Isi Banyolu 2.777 0.833 0.299
Farkli Isi Banyosuz 1.25 0.462 0.369




Tablo 15a

4. Ana (Preparasyonsuz Ornek Calismasi) Grup 1. Alt Grubunun (Yogunluk
Derecesi) Tek Tarafli t-test sonuclari

SONUGC
Alt Gruplar il §2 SD ng?gi§2in 0.05 Farklz
& hata Hata
payi Paylara
Farkla Is1 Banyolu/ : P<0.05 | P<0.0005
Farkla Is1 Banyosuz 1.25 4 27771 15 +4.585 Anlamli | Anlamla
Tablo 15b

4. Ana Grup (Preparasyonsuz Ornek Calismasi) 1.Alt Grubunun (Yogunluk
Derecesi) Mann-Whitney U Testi Sonuglari

SONUGC
Hesaplanan
Al iggar De”grler Farkli Hata
& 0.05 Hata Payz

Paylara
Farkli Isi Banyolu/ P < 0.005

Farkla Is1i Banyosuz ot Al gl Anlamly

Tablo 16

4. Ana Grup (Preparasyonsuz Ornek Calismasi) 2. Alt Grubunun (Yogunluk
Yiizeyleri) Frekans ve Yizde Degerleri

YOGUNLUK YUZEYLERT
Sizinty
Bolgesi Frekans- | Farkli Isi Banyosuz | Frekans- | Farkli Isi Banyolu
lar Yiizde Oranlara lar Yiizde Oranlarz
I 3 0.375 8 0.88
IT - - - -
111 - - 1 0.11
! IV 5 0.625 - -
L
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Grafik 13: 4. ana grubun 2.alt grubunun farkli 1s1 banyolu ve
banyosuz uygulandigi kosullarda boya yayiliminin
sonuglari

Tablo 17

4. Ana (Preparasyonsuz Ornek Galismasi) Grup 3. Alt
Grubunun (Mine Sement Birlesimi) Frekans ve Yiizde Degerleri

MINE-SEMENT BIRLESIMI
Anatomik
Yarlesin Frelens- Farkly Is1 Banyosuz Frekans- Farkli Is1 Banyolu
lar Yiizde Oranlarz lar Yiizde Oranlary
A - - 2 .0.22
B - - 2 0.22
C - - 1 0.11
D 8 1 4 0.44
P
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Resim 14. Fulfil grubundan sifir diizeyinde mikrosizinti gidsteren Srnekte
preparasyon servikal bolgesinde fulfil kompozitin kaviteye iyi
adaptasyonu (Biiyiitme 10x)

Resim 15. Brillant Direkt Inlay grubundan bes diizeyinde mikrosizinti
gosteren ornekte boya dagiliminin cam iyonomer simani gecerek
aksiyopulpal duvara ulasmis goriiniimi (Biiyiitme 10x)



Resim 16. Fulfil Direkt Inlay grubundan bir diizeyinde mikrosizinti gds-—

teren oOrnekte servikal bolgede boya dagiliminin servikal ve
okluzaldeki goriintimi (Biiyiitme 10x)

Resim 17. Opak matriksli kavite dis eti basamagl sementte bitirilen
gruptan doért diizeyinde sizinti gdsteren bir Ornekte servikal
dis eti basamaginda dolgu-kavite yiizeyi boyunca goériilen yogun
boya yayilmasi (Biiylitme 10x)
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Resim 18. Seffaf matriksli kavite dis eti basamagi minede bitirilen
gruptan sifir diizeyinde sizinti gosteren bir ornegin servikal
bolgesinde dolgu ve mine dokusu arasindaki bagin sikiligi hig
bir boyanin olmayisiyla goriilmektedir (Biiyiitme 10x)

Resim 19. Opak matriksli kavite dis eti basamagi minede bitirilen grup-

tan dort diizeyinde sizinti gosteren &rnegin servikal bolgede
boya dagiliminin oldukc¢a yogun gériintiisii (Biiyiitme 10x)



- 67 -

Resim 20. Preparasyan yapilmaksizin, preparasyonlu drnekler gibi onlarain
hazirladig: sekilde hazirlanan orneklerden inceleme calismalar
icin. Sagda gdriilen molar disinde sizinti sement birlesimi ve
apekste yogunlasmistir,

Resim 21. Modifiye fulfil
grubundan iki diizeyinde
s1zinti gdsteren bir &r-
negin dentin dokusunda
gorilen catlama (S.E.M.
28x)




Resim 22. Fulfil kompo-
zitli {i¢ diizeyinde sizin-
t1 veren bir &rnegin ser-
vikal basamak bdlgesinde
doglu maddesinin esneme
gostermesi (S.E.M. 28x).

Resim 23. Resim 22'den
biiyiitmede servikal kavite
duvarinda kavite yiizeyi
dolgu maddesi arasinda
meydana gelen genis ara-
ligin yakin goriiniimi
(S.E.M. 200x).



Resim 24. Brillant Direkt
Inlay grubuna ait bir Or-
negin servikalinde kavite
dolgu birlesme sinirinin
sement  yoniinde  goriilen
catlama ve kirilmalar
(S.E.M. 30x).

Resim 25. Fulfil grubuna
ait bir Ornegin servika-
linde kavite-dolgu bir-
lesme  sinirinin  sement
yoniinde goériilen c¢atlama
ve kirilmalar

(S.E.M. 70x).



Resim 26. Brillant Direkt
Inlay Kompozit maddesinin
kaviteye bakan i¢ yiize-
yvinde yapisal bozukluk
goriintiisii (S.E.M. 30x).

Resim 27. Brillant Direkt
Inlay Kompozitinin bir
bagka Orneginde goriilen
yapisal bozukluk
(S.E.M.30x).



Resim 29.

Resim 28. Fulfil Direkt
Inlay grubunda bir Srnek-
te servikal bGlgede dolgu
—dis birlesim bdlgesinde
meydana gelen aralik
(S.E.M. 200x).

Fulfil grubundan bir baska oOrnegin servikal bolgesinde dolgu-
dis birlesim bolgesinde meydana gelen dar araligin goriiniimi

(S.E.M. 200%).



Resim 30. Fulfil grubundan
bir Ornegin aksiyopulpal
duvar bolgesinde cam iyo-
nomer siman-dentin arasin-

da meydana gelen aralanma
(S.E.M. 50x%).

Resim 31. Brillant Direkt
fnlay grubundan bir &rne-
gin servikal bdlgesinde
sementin bozulmus halinin
goriiniimii (S.E.M. 50x).



TARTISMA

Kavite kenarlari ile saglanan adaptasyon ozellikle ye-
ni dolgu maddelerinde arastirilmasi gereken en Ynemli Ozel-
liklerden biri olmaktadir. Bunun 6nemi, dolgunun pulpa ve dis
eti dokusundaki patolojik etkisinden kaynaklanmaktadir(l).
Mikrosizintiyi inceleyen galismalarda bizim de arastirmamizda
kullandigimiz metodlar siklikla kullanilmaktadir. Bu metod-
lar, her biri ayri ayrai mikrosizintinin incelenmesinde kul-
lanilan boya yayilmasi, farkli 1s1i banyosunun uygulanmasi ve

1s1k mikroskobu incelemeleridir.

Mikrosizintinin incelenmesinde kullanilan ¢esitli me-
todlardan biri olan ndtron aktivasyon analizi pek sik olma-
makla birlikte bazi arastirmacilar tarafindan kullanilmakta-
dir. Going ve arkadaslari(30), bir izotop soliisyonunu belir-
leyici bir boya ile birlikte kullanarak sizintinin yolu ve
ilerleme derecesinde molekiil hacminin etkinligini kiyaslama-
y1 planlamislardir. Ancak bu metodun olduk¢a masraf gerektir-
mesi ve 6zellikle laboratuvarlarda kullaniminin kompleks olu-
su mikrosizintinin O6lg¢lilmesinde tercih edilisini engellemek-
tedir. Bakteri penetrasyon teknigi de mikrosizinti ile ilgili
calismalarda klinige daha yonelik olusu sebebiyle tercih
edilmektedir. Kidd(48), mikrosizintinin ilerleyisini suni ¢ii-
riik teknigi kullanarak kontrol ettigi ¢alismasinda lezyonu,
dis lezyon ve kavite duvari seklinde sainiflandirmakla deger-

lendirmesini yapmistair.



Iz birakici maddelerden boyalar iginde en yaygain kul-
lanim alanina sahip olanlardan biri de giimiis" nitrattar.
Gillette(29) ve Dogon(1l9)'un yanisira Neo ve arkadaslari(62)'da
sizintiyil belirleyici ajan olarak gimiis nitrati kullanmislar-
dir. Ancak, bu metodun sayisal olarak detayli bir bilgi ver-
meyisi, iyonlarin dis dokusu veya restorasyon maddesine iyo-
nik bir alisverisle gé&sterecekleri bir afinite izotopun ya-
yilmasinin hatali ydnde dagilimina yol agacaktir. Douglas ve
Zakariasen(21l), sizintiya yayilmis olan bir boyaya araliktaki
dagildigi hacim agisindan sayisal olarak degerlendirmek mak-
sadiyla spektrofotometrik olarak modifiye ettiler. As¢i(1l)
ise fotodensimetre aygiti araciligi ile otoradyografilerde
beliren radyoaktif sizinti izlerinden elde ettigi piklerin
grafiklerinden ve bunlardan aldigi alan hesaplari ile sayisal

olarak mikrosizintiyil ifade etmistir.

Siklikla kullanilan boya metodunda metilen mavisi, ba-
zik fuksin gibi boyalar, mikrosizinti arastirmalarinda ¢ogun-
lugu olusturmaktadairlar. Bayarli ve Dindar(3), metilen mavi-
sini, Fuks ve arkadaslari1(26) da, bazik fuksini degerlendir-
melerinde kullanmislardir. Bu tip boyalar, c¢alisma kolayli-
g1, net bir sekilde dogru ve gabuk sonuca ulasilmasinin yani-
sira pratiklikleri sebebiyle mikrosizintinin tespiti amagla
calismalarda son zamanlarda siklikla kullanilmaktadirlar. Bu
avantajlarinin yanisira bizim ¢alistigimiz laboratuvarda bu
metod i¢in imkanlarin elverisli olmasi nedeniyle bazik fuksin
boyasini kullandik. Genellikle bazik fuksin % 2 1ik miktar-
larda kullanilirken biz de daha az yogunlukta olmasi agisin-
dan % 0.5'1lik miktarda kullandik.

In vitro calismalarda, mekanik olarak, asindirma veya
farkli 1si banyolari metod olarak in vivo sartlari taklit et-
meyi saglamasindan dolay:r mikrosizinti g¢alismalarinda uygu-
lanmaktadirlar(85). Agiz ortamina alinan sicak yiyecek ve

icecekler agizda 65 dereceye kadar yiikselen bir 1si olustur-



makta, bu da hacimsel degismelere neden olmaktadir. Sonugta,
dis dokusu ve dolgu maddesi ara yizeyinden devamli bir sizin-
t1 meydana gelmektedir. Dis dokulari ve dolgu maddesinin 1sz
genlesme katsayilari arasindaki farklilaik bir kenar siiziilme-
sine neden olmaktadir. Isi degismeleri de adezyonu bozarak
sizintiyl artirmaktadir. Biz c¢alismamizda farkli 1si banyo-
lari olarak 5 ve 55 C dereceleri se¢tik Her bir banyoda birer
dakika kalmak sartiyla 125 kez 0Orneklere devir yaptirdik.
Fuks ve Scherer (26,73), banyo devrini 100 kez olmak iizere ay-
n1 dereceler arasinda kullanmislardair. Bazi arastairmacilar de-
vir sayisini 500 kez uygularken(19,29), bazilari da bunu 540
sefere g¢ikarmislardir(62). Ancak, devir sayisinin fazlalaga
arastirmacilarca abartilmaktadir diisiincesindeyiz. Asc¢i(l) ¢a-
lismasinda 60 kez tekrarlanan 1s1 degisiminin klinik olarak
agizda ancak bir aylik doneme esit degerde oldugunu belirt-

mistir.

Restorasyon maddesine ait 1s1 genlesme katsayisi, ken-
disini c¢evreleyen dis dokusundan onemli olgilide farkliysa 1s1
ortaminin azalmasiyla ara ylizde negatif bir basin¢ meydana
gelmektedir. Bu faaliyet agiz ortamindan likitlerin kenardan
iceri siiziilislini artirir. Isi artaisiyla ara yiiz basinci da
artacaktir. dolayisiyla likitler yilizeye dogru geri gdnderile-
ceklerdir. Isi genlesme katsayisi ne denli biylik olursa ara
yiz basinci da o denli artmaktadir. Kompozit dolgular ig¢in
l7—43x10_6/C dereceler arasinda degisen 1s1 genlesme katsayi-
s1 mine dig¢in 11.4 ve dentin ic¢in 8.3 olmakla her zaman ig¢in

mikrosizintiya hazirlayici sebeplerden biri olacaktair(85,87).

Bullard(12), kapiller basing, kavite kenarinda kirilma
ve ara yiliz basincindaki degisikliklerin mikrosizintiyil artti-
rabilecegini vurguladigi ¢alismasinda 1s1 genlesme katsayisa
ile sizintinin derecesi arasinda kesin ve kuvvetli bir iliski
gbzlemigtir. Calismamizdan edindigimiz godzlemlere gdre, 1sz

genlesme katsayisi, farkli 1si banyosuna uygulanan Srneklerin



mikrosizinti bulgularinin yiksek degerlerde olusunu artirici
yonde etki etmektedir (Fulfil/Brillant Direkt Inlay P < 0.05
anlamli, preparasyonsuz ornek ¢alismasinin Yogunluk Derecesi
grubunda farkli 1si banyosuz sifir degerle, farkli 1si banyolu

0.66 degerle ii¢ dizeyinde boya sizmasi gdstermektedir).

Dislerin elektron mikroskobuna hazirlanmalari sirasin-
da meydana gelebilecek bazi bozukluklarin mikrosizintinin de-
gerlendirilmesinde yanilmalara yol agabilecegi bildirilmis-
tir(1l). Bu nedenle elektron mikroskobunda incelenen drnekler-
de sizinti Oncelikle, 1sik mikroskobunda tarafimizdan deger-
lendirilmistir. Elektron mikroskobuna hazirlama sirasinda ge-
rek uygulayici tarafindan gerekse uygulama islemi sonucu or-
taya ¢ikabilecek bazi hatalar gdzledik. Bu hatalari inceleme-
ye kesim makinasindan baslarsak Ornekleri mesio distal ydnde
kesmek ic¢in kullandigimiz elmas diskle c¢alisan ﬁakinada* de-
vir uygunsuz yikseklikte tutulup yik miktarai fazla bairakilir-
sa o kesimde bir diizgiinlik, devamlilaik olmayaxp biitiinliik bo-
zulmakta ve basamakli goriintiiler belirmektedir. Bu da Grnegin
hassasiyetini bozarak yanlis degerlendirmelere neden olmakta-

dir.

Kesimi takiben o&rnekler 400-600 grenli zimparalarda
temizlenirken dozu kag¢iralabilecek bir basin¢ uygulandiginda
drnek yiizeyinde c¢atlamalar meydana gelmektedir. Ornekler,
preparasyon i¢in formalinli su ig¢inde bekletilmislerdir. Bun-
larin susuz bir ortamda saklanmalari su kaybi gdstermelerine
ve farkli 1si banyosu uygulanmadigi halde suni bir ara yiiz
meydana gelmesine neden olacaktir. Su kaybinin olmamasina po-
lisajlama sirasinda da dikkat godsterilmelidir. Zimparalanan
ve polisajlanan ornekler desikattérde kurutulmayip siddetli

bir hava basinci altinda nemden aritailirsa prepare edilen dis

*¥Buehler Wafering Blade, Buehler, LTD. Lake Bluff, IL.



ylizeyi ve kompozit dolgu maddesi arasinda suni bir yiiz meyda-
na gelecektir. Argon gazi salarak Srnegin altin tozuyla kap-
lanmasini saglayan coating makinasi su sogutmali olarak ¢a-
listirilmadigyr durumda asiri 1si ortaya ¢ikarak oOrneklerde
cesitli seviyelerde catlamalara sebebiyet vermektedir. Den-
tinde ortaya ¢ikabilecek g¢atlamalar (Resim 21), cam iyonomer
simanda su kayiplari ve dentin dokusu ile ara yiizlinde aralik
meydana gelmesi (Resim 22,30), sement dokuda gorilen catlama
ve kirailmalar (Resim 24,25), hekimin preparasyon sirasinda
sebep oldugu travmalar (Resim 31), mikrosizinti ¢alismalarin-

da her safhada dikkat edilmesi gereken Onemli noktalardair.

Orneklerimizde kavite preparasyonu sonunda dentin yii-
zeyi i¢in bir ©n temizleme ajani kullanmadik. Crim(1l7), den-
tin yilizeyini sodyumhipoklorit, hidrojenperoksid, poliakrilik
asitle muamele ederek yanlizca smear tabakasini kaldirmakla
kalmayip poliakrilik asitle dentin kanallarinda bir deminera-
lizasyona sebep olmustur. Daha sonra postoperatif hassasiyeti
artiracak bu olay uygulanmayip, smear tabakasi el degmeden
birakildiginda dentine daha iyi bir adeziv baglanma elde edi-

lebilmektedir(64).

Cam iyomer kaide maddesinin tutuculugunda yiizeyinin
asitlenmesi veya asitlenmemesi bir fark géstermediginden(13),

calismamizda kavite yiizeyine asit uygulamadik.

Arastirmamizda kullandigimiz Fulfil ve Brillant Direkt
Inlay kompozit dolgu maddelerinin her ikisi de 1sikla polime~
rize olmaktadirlar. Bu se¢imi yapisimizdaki neden, kimyasal
olarak polimerize olabilen recinelere kiyasla 1sikla polime-
rize olan recinelerin, minedeki asitlenen ¢ukurcuklara yayi-
labilmek i¢in yeterli =zaman olmasi ve yogunluklarinin daha
az olmasi nedeniyle mikrotutuculuk ag¢isindan daha ¢ok tercih

edilmekte oluslaradir(39).



in vitro olarak yapilan ¢alismamizda dért gruba ayir-
digimiz Orneklerimizde degisen diizeylerde mikrosizinti deger-
leri elde ettik. Calaisilan gruplarda 6rneklerden hi¢ biri ok-
luzal kenarlarda sizinti godstermemistir. Fulfil, kompozit
dolgu maddesi olarak kiyaslandiginda Brillant Direkt Inlay
kompozit maddesinden daha cok sizintl gostermemistir
(Brillant Direkt Inlay/Fulfil Direkt Inlay, P > 0.05 Anlam-
s1z). Bu, her iki dolgu maddesinin polimerizasyon biiziilmesi-
rinin birbirinden farklai olmadigini belirtmektedir. Brillant
Direkt inlay Kompozitin 1sikla polimerizasyonuna ilaveten fi-
rinda da polimerizasyonu devam ederek kavite disinda polime-
rizasyonu maksimum diizeylerde meydana gelmekte ve bdylelikle
kavite ig¢ine yerlestirilen inlay dolgu maddesinden tekrar bir
polimerizasyon bliziilmesi beklenmemektedir. Bu sekilde
Brillant Direkt 1nlay Kompozitinden olumlu hale getirilen bu
6zelliginden dolay1i sizinti gostermesi beklenmemistir(41l,53).
Ancak polimerizasyonu dis ilizerinde meydana gelen Fulfil Kom-
pozit Maddesinin Brillant Direkt Inlay Xompozitle ayni poli-
merizasyon biiziilme orani gostermesi, Brillant Direkt Inlayle
firinda yapilan ikinci bir polimerizasyonun sizintinin &Snlen-
mesinde pek fazla bir etkisi olmadigini gostermektedir. Van-
herle ve Smith(85) ¢alismalarinda 1sikla polimerize olan in-
laylerin, 1siga ilaveten kuru hava polimerizasyonunun uygu-—
land1gxr inlaylere bir {istinliklerinin olmadigini bildirmis-
lerdir. Bu durumda 1sikla polimerize olan inlaylerle, 1sikla
polimerize olan Fulfil kompoziti de sirf madde ag¢isindan ele
alindiginda hemen hemen ayni polimerizasyon bilizilme oranini
gbstereceklerdir. Gdzlenen orneklerde Fulfil kompozit madde-
sinin kaviteye, Ozellikle servikal bolgede gésterdigi adap-

tasyon oldukga iyi olarak goézlenmistir (Resim 14).

Calismamizda direkt teknik, her ne kadar direkt inlay
olarak isimlendirilse de indirekt bir yerlestirme sekli sayi-
lan direkt inlay tekniginden gosterdigi mikrosizinti bulgula-

ri1 ag¢isindan iistiin bulunmustur (Fulfil/Brillant Direkt Inlay,



P < 0.05 Anlamla).

Gorilen farklilik yerlestirme tekniginin rolinii pekis-
tirmektedir. Yiicel(88), Hussey(41l) ve Levin'in(53) bulgularz
arastirmamizdan elde ettigimiz bulgularla celiskilidir.
Fulfil kompozitini Direkt inlay tekniginde kullandigimiz za-
man Brillant Direkt Inlayli gruptan farkli olmadigini gordik
(Brillant Direkt Inlay/Fulfil direkt inlay, P > 0.05 Anlam-
s1z). Bu sekilde daha &nce dolgu maddelerinin polimerizasyon
biizilmeleri ag¢isindan bir farklilik olmadigini ispatlamistik.
Direkt Inlay tekniginin farkli dolgu maddeleriyle uygulandi-
ginda daha az sizinti vermemesi, teknikteki aksakliga vurgu-
lamaktadir. Direkt Yerlestirme tekniginde Fulfil'in dolgu
maddesi olarak sizintinin az elde edilisinde direkt bir etki-
sinin olmadigr da Fulfil ve Fulfil Direkt Inlay gruplari ki-
yaslandiginda goériilmektedir (Fulfil/Fulfil Direkt Inlay,
P > 0.05 Anlams1z). Mikrosizintaiyi baslatici ve arttirici bir
etken olarak 6nemli bir rol oynayan kompozitin polimerizasyon
biiziilmesi Orneklerimizde servikal kavite duvarinda esneme
seklinde kendini gostermektedir (Resim 22). Esneme ile kavite
yiizeyli ve dolgu maddesi arasinda meydana gelen aralanma, si-

zintiy1l arttirici bir karakter tasimaktadir (Resim 23,28,29).

Direkt yerlestirme tekniginin basarili olusu da dolgu
maddesinin bir kerelik yerine kademeli olarak uygulanmasindan
kaynaklanmaktadair(25,26,28). Fuks(26), bir kerelik yerlestir-
me teknigine nisbetle kademeli yerlestirme tekniginin {istiin-

liigiini ¢alismasinda géstermistir.

Brillant Direkt Inlay kompozitler her hibrid kompozit
gibi hacim olarak 7 1.3 ile % 3.5 degerleri arasinda polime-
rizasyon biizilmesi gostermektedir. Bu durumda bu kompozitin
bir kerelik kaviteye yerlestirilmesi blok halde maksimum bir
polimerizasyon biiziilmesinin meydana gelisine yol ag¢maktadair.

Bunun yanisira yerlestirme sirasinda meydana gelebilecek bos-



luklar, sizintinin baslamasi halinde ilerleyisini artarica
rol oynayabilir. Kompozit dolgu maddesi daima 1si1k kaynagina
dogru bizilerek gekilmektedir. Bu da servikal bodlgeden dolgu-
nun dis dokusuyla olan bagini koparip okluzale dogru biiziilme-
sinde ana etkendir(50,85). Bu sebepten kademeli yerlestirme
yontemimizi bukko lingual ydnde isinlama uygulamasiyla pekis-
tirdik. Bukkal ve lingual duvarlara dogru biiziilmenin meydana
gelisi, bu duvalardaki mine dokusu dolgu maddesi arasindaki
bag ile kompanse edilerek servikal bélge daha az biizliilme gos-
terecektir. Hussey(41), direkt inlay sistemlerde kompozit dol-
gularin polimerizasyon biizilmesinin dolgunun dis dokusuna
baglanmasindan 0Once meydana geldigini ve boylelikle mine,
dentin ve semente gelen baskilarin azalacagini ifade etmis-
tir. Oysa c¢alismamizin sonucunda Brillant Direkt Inlay ile
elde edilen sizinti bulgular bunu dogrulamaktadir. Madem ki in- .
lay polimerizasyon biiziilmesi maksimuma ¢ikarilmaktadir. O halde
olayda polimerizasyon biliziilmesi gdsteren bir baska madde mev-
cut olmalidir. Bu sistemde yer alan inlay dolgu maddesinin
kaviteye yapistirilmasini saglayan duocured doldurucusuz
siman re¢inenin 100 mikronluk kalinligi polimerizasyon biziil-
mesi gdstermek ig¢in yeterli olabilmektedir. Bu biiziilme, dolgu
kaviteye yerlestirilmis haldeyken meydana geleceginden Bril-
lant Inlay sistemle gériilen sizinti sonug¢larinin sorumlula-
rindandir. Firinlama sebebiyle polimerizasyon biiziilmesinin
olduk¢a artirilmis olmasi sebebiyle yanlizca duo-cured siman
biiziilme gostermis olmalidir. Bu durumda, yapistirma simaninin
biiziilmesinde ortaya ¢ikan kuvvet, siman ve dentin arasinda
kurulan bagdan daha biiyik olmalidir. Nitekim, kompozit dolgu
ve asgitlenmis mine yiizeyi arasina kompozit olmayan diisiik vis-
koziteli baska bir maddenin uygulanmasi dolgunun tutuculugunu

yikseltmemektedir(1).

Direkt Inlay Tekniginin uygulanisinda, ilk isinlamayz
takiben firinlama i¢in dolgunun kaviteden uzaklastairilmasi

ve zimparalamayl takiben tekrar kaviteye dintibaki gibi du-



rumlarda ortaya ¢ikan zorluklar uygulayiciyi ugrastirmakta-
dir. Ayrica firainlama &ncesinde dolgunun kaviteden ayrilmasi-
ni kolaylastirici ayirici ortam sivisi olduk¢a yogun bulun-
mustur. Bu sivi yogun yapisiyla dolgu maddesinin yapisina ka-
tilarak elektron mikroskobunda da g&zlendigi gibi dolgu mad-
desinin kaviteye bakan i¢ yiizeyinde polimerizasyonun eksik
olusuna, aradaki silanin kayboldugu izlenimi veren bir yapi-

sal bozukluga sebep olabilmektedir (Resim 26,27).

Calismamizda opak matriks ve tahta takozu kullandigi-
miz grup, seffaf matriks ve seffaf takozun kullanildigi gruba
gdre oldukga fazla mikrosizinti degeri vermistir ((Opak mine/
Seffafmine, P < 0.05, P £ 0.0005 Anlamlai) ve (opak sement/
seffaf sement, P < 0.05, P <€ 0.0005 Anlamli)). Opak matriks
ve tahta takoz kavite dis eti basamaginin minede bitirilmesi
halinde mikrosizintiyi azaltici bir etki goéstermemistir
((opak mine/seffaf mine, P < 0.05 Anlamli) ve (Opak mine/opak
sement, P < 0.05 Anlamlzi)).

Opak matriksin kavite dis eti basamaginin minede bit-
tigi gruplar, opak matriksin kavite dis eti basamaginin se-
mentte bittigi gruplardan farkliligi oldukga fazladir (opak
mine §1:1.666, opak sement Y2:3.75). Bu fazlalik, opak mat-
riksin kavite dis eti basamaginin minede bitirilmesi, seffaf
matriksin kavite dis eti basamaginin minede bitirilmesindeki
farkliliga gore daha yiiksektir (opak mine 21:1.666, seffaf
mine XZ:O.ZS). Bu durum, opak matriksle, approksimal prepa-
rasyonlarda kompozit restorasyonlarin bukko-lingual yonde
iginlanamayip, bu bdlgeye 1s1§1 yansitamayigslaraindan kaynak-
lanmaktadir. Dolayisiyla 1isinlama okluzal yénden yapilmakta-
dir. Daha 6nce de belirttigimiz gibi kompozit dolgu maddesi
daima 1s1k kaynagina dogru biiziilmeye ugramaktadir. Bu da ser-
vikal bolgeden dolgunun dis dokusuyla bagini koparip okluzale
dogru biiziilmesinde ana etken olmaktadir(85). Tahta takozun

1s1g1 dolguya dogru yansitma 6zelligi olmadigi ig¢in matriksin



kontrolunu saglayarak dis eti basamagina herhangi bir taskain-
111 Onlemek disinda bir fonksiyonu yoktur. opak matriksli
gruplarda sizinti oldukg¢a yogun bir goriintii de vermektedir

(Resim 17,19).

Opak matriksin kavite dis eti basamaginin minede biti-
rilmesi, seffaf matriksin kavite dis eti basamaginin sementte
bitirilmesinin verdigi sizinti degerleri birbirinden farklz
bulunmamistir (opak mine/seffaf sement, P > 0.05 Anlamsiz).
Ortalama degerleri sayisal olarak farkli olmasina ragmen bu
farklilik anlamli bulunamamistir (opak mine Y1:1.666, Seffaf
sement X2:l.l66). Bu sonug¢ta, opak matriksin sizintiyi azal-
tici bir etkisinin olmayisina ilaveten diger gruptaki dis eti
basamaginin sementte bitirilisi seffaf matriksin olumlu etki-

sine ragmen sizintinin yiliksek bulunusunda etkin bir rol oyna-

mistir.

Seffaf matriksle alinan olumlu sizinti sonug¢larinda,
approksimalde vyerlestirilen kompozit dolguyu bukko-lingual
yonde 1sinlayabilmemiz ve 1s1g1 aldigir dogrultudan preparas-
yon yiiziine yansitabilen seffaf takozun da biiyiik payi olmakta-
dir. Seffaf matriksle kavite dis eti basamaginin minede biti-
rilmesi halinde elde edilen sizinti bulgulari, opak matriksin
kavite dis eti basamaginin sementte bitirilmesi halinde elde
edilen sizinti bulgularindan olduk¢a az bulunmustur (seffaf
mine/opak sement, P < 0.05 Anlamli). Hatta aradaki fark
P <« 0.0005 diizeyinde bile anlamli bulunmustur. Kullanilan
matriksin seffaf olusu ve mine dokusuna kompozit dolgunun da-
ha iyi bir baglanma gdstermesi belirgin bir fark yaratmakta-
dir ((Seffaf mine Xl:O.ZS, opak sement i2:3.75), (Tablo 6),
(Resim 18)). Matriksin opak olusunun meydana getirdigi dez-
avantaj, sementin porotik yapisindan kaynaklanan baglanmanain
zayi1fligi: ile birlikte olduk¢a olumsuz bir sizinti degerine

ulastirmaktadir (Opak sement X2:3.75).



Seffaf matriks kullanimi halinde dis eti basamaginin
minede olusu sementte olusuna gdre daha az sizinti goéstermek-
tedir (seffaf mine 21:0.25, seffaf sement X2:1.166, P < 0.05
Anlamli). Bu sonucu etkileyen ana neden, basamagin lokalize

oldugu yerin oneminden kaynaklanmaktadair.

Kavite dis eti basamaginin sementte bitirilmesi, kul-
lanilan matriksin opak olusuyla seffaf matrikse gére sizinti-
y1 oldukca fazlalastirmaktadir (opak sement/seffaf sement,
P < 0.05, P £ 0.0005 Anlamla). Calismamizda dis eti basamagi-
nin mine sement birlesiminin 1 mm altinda, sementte bitiril-
digi grupta en c¢ok sizintiyil elde edisimiz Fisbein ve Fuks'un
(25,26) calismalariyla ayni sonuc¢lari vermektedir. Bulgulari-
mizda, kullanilan matriksin opak olusu, seffaf matrikse gbore
daha yiiksek sizinti deferleri vermektedir. Bu sonu¢ da Retief
ve arkadaslarinin(70) bulgulari ile desteklenmektedir. Bulgu-
larimizda, 0zellikle kavite dis eti basamagi minede bitirilen
seffaf matriksle doldurulan Orneklerde sizinti degerlerinin
diger ¢alismalara godre az bulunusu, kompozit dolgu maddeleri-
nin idreticinin tariflerine gdre olmasi gerektigi gibi uygula-

nisindan kaynaklanmaktadar.

Dis eti basamaginin sementte oluk big¢iminde modifiye
olarak hazirlandigi bir kavite preparasyonu ile dis eti basa-
mag1i sementte alisildigi sekilde hazirlanan kavite preparas-
yonu ayni kompozit dolgu maddesi ile doldurulduklari durumda
gbsterdikleri sizinti degerleri ag¢isindan birbirinden farkla
degildir (modifiye/fulfil / Fulfil P > 0.05 Anlamsiz). Bu
farkli olmayan sonucun diger gruplara goére daha az sizinta
degerleri veren fulfil grubuyla ayni olusu, modifiye prepa-
rasyonla hazirlanan restorasyonlarain da fazla olmayan sizinta
degerleri verdigini belirtmektedir. Ancak modifiye hazirlanan
preparasyonun, degerlerin ortalamalari farkli oldugu halde
alisilmis preparasyondan pek bir istinliigiiniin olmadigi da

ortadadir (modifiye/fulfil ilzl.ZS, Fulfil X2:1.166). Modifi-



yve hazirlanan kaviteli restorasyon Brillant Direkt Inlay res-
torasyonlu Orneklerden daha az sizint: sonuglari vermistir
(modifiye/fulfil/Brillant Direkt Inlay, P < 0.05 Anlamli).
Bu sonug¢, direkt yerlestirme tekniginin direkt inlay teknigi-
ne iistiinliigiinii bir kez daha vurgulamaktadir. Ayrica modifiye/
fulfil ¢alismasiyla planlanan amag¢, sizintainin {i¢ dizeyinde
durdurulmasiydi. Modifiye/fulfil d&ért ve bes diizeylerinde hig
bir 6rnek gOstermemekle amacr bir &lgiide dogrulamaktadir. An-
cak Brillant Direkt Inlay doért diizeyinde bir, bes diizeyinde
gbsterdigi iki Ornekle sizintinin ilerlemesine daha miisait

edici bir ortam yaratmaktadar.

Modifiye kavite preparasyonu fulfil Direkt Inlay kom-
pozitinden daha fazla sizinti géstermemistir (modifiye/
fulfil/Fulfil Direkt Inlay, P > 0.05 Anlamsiz). Bu sonugta
her iki grupta da ayni kompozit dolgu maddesinin kullanilisa

rol oynayabilmektedir.

Meydana gelisinin kullanilan gesitli uygulamalarla en-
gellenemedigi mikrosizinti olayini(1,12,25,26,28) hi¢ bir
preparasyonun hazirlanmamis oldugu guruplarda inceledik. An-
cak preparasyonsuz dislerde mikrosizinti olayinin doku derin-
ligi, lokalize oldugu yiizeyler ve mine sement birlesimi ana-
tomisinin bunlarla ne 06lg¢iide baglantisi olduguna ydnelik bir
in vivo veya in vitro c¢alisma gilinimiize kadar yapilmamis oldu-
gu icin bu konuda bir literatiire rastlanmamistir. Diger grup-
lar gibi muamele edilen bu grup ornekleri farkli 1si banyosu-
na uygulanan ve uygulanmayanlar olmak {izere rastgelen segilen
ikiser gruba ayrilmislardir. Farkli isi banyosunun uygulanma-
s1 orneklerdeki sizintinin derinlemesine sementi gecerek den-
tine ulasmasinda arttirici bir faktor olarak goriilmektedir
(Farkli 1s1 banyolu 0.66 iken Farkli 1si banyosuz -). Ayrica
1s1 banyosuna uygulanmayan O&rneklerin boyayl sement yiizeyi
veya sementi kaplamis gdstermeleri dokunun dogal olarak si-

zintiya elverisli olusunun ag¢ik delilidir. Bu O6rnekler farkla



1s1 banyolu grupta sizintiy: arttirici ve Gzellikle servikal-
de ve apikalde yogunlastiran bir goriinti vermektedir. Tim se-
mentin bu gruplarda ¢epecevre renklenisinin onun porozlu ya-
pisindan kaynaklanisinin en belirgin ornegidir (Resim 20).
Farkla 1s1i banyolu grup digerine nazaran oldukga biyliik sizin-
t1 degeri gostermektedir (Farkla 1si banyolu/Farkli 1si ban-
yosuz, P < (0.05, P < 0.0005 Anlamla). Calismamizdan elde et-
tigimiz bulgulara gore farkli 1si ortamlari yayilma yilizeyle-
rini de etkilemekte, servikalde yogunlastirmaktadir (Farkla
1s1 banyosuz 0.375, Farkli 1si banyolu 0.88). Buradan cesitli
konumlarda bir araya gelen iki doku arasinda c¢atlak, mesafe
meydana getirip bu bodlgenin zayiflayarak sizintiya elverisli

hale gelmesine neden oluyor sonucuna varmaktayiz.

Farkla 1s1 banyosunun uygulanmis oldugu gruplarda mine
ve sementin ucuca birlesmis konumdaki anatomik yapisi gogun-
lugu olusturup digerleri esit olarak bir dagilaim gGsterirken
(Farkli 1si banyolu 0.44), banyosuz grupta Orneklerin hepsi
¢ok belirgin bir sekilde mine-sementin uguca birlesmis oldugu
bir yapi big¢imi gosterirler (Farkli 1si banyosuz 1). O halde
farkl: 1s1 banyolarinin dokunun bu bdlgesindeki hassas anato-
mik yapinin degismesinde O6nemli bir etkinligi vardir seklinde
bir sonuca varmaktayiz. Ancak bu konuda daha genis kapsamlz
drnek grubuyla yapilacak detayli bir calisma ileriye ydnelik
olacaktir. Normalde mine-sement ucuca birlesmis halde olan
yapinin % 30 iken bizim bulgularimizda 7 100 bulunusu ilging

bir rastlanti olmaktadir seklinde diisinmekteyiz.

Yiicel ve arkadaslari1(88) farkli 1s1i banyosunun uygu-
landxzgi grupta kontrol grubuna gdre daha fazla mikrosizinta
gozlediler, Bu da bizim ¢alismamizla ayni dogrultudaki sonug-

lari vermektedir.

Dis eti duvari bilinen kavite preparasyonu ile prepare

edildiginde Grafik 15'de goriildiigi gibi Brillant Direkt Inlay



ve modifiye/fulfile gore cok daha ani bir azalma ve sifirlan-
ma ile sonu¢lanmaktadir. Ancak aksiyopulpal duvara ulasan Gr-

negi bulunmayan tek grup da modifiye/fulfildir.

Fulfil ve Brillant Direkt Inlay dolgu maddesi olarak
gbosterdikleri sizinti a¢isindan kiyaslandiklarinda Grafik 16'
da goriildiigii gibi sititun grafigi olarak fulfil daha olumlu g~
riilmektedir. Farkli yerlestirme teknikleérinin kiyaslandigi
Grafik 17'de Fulfil Direkt Inlay azalan ve artan bir dalga

gosterirken en istikrarli azalan fulfil grubudur.

Asitleme uygulamasi yapmadiginiz kaide dolgu maddesi
olarak kullanilan cam iyonomer siman, orneklerimizde gdérildii-
glii gibi sizintinin aksiyopulpal duvara ulasmasini engelleye-
memektedir (Tablo 1,6,10). Bu gozlemimiz Goday(28) ve
Bullard(12) tarafindan da desteklenmektedir. Isik mikrosko-
buyla degerlendirilen bazi Orneklerde aksiyopulpal duvarda
cam iyonomer simanin biitinligi bozulmus seklinde . bir kana
uyanmaktadir (Resim 15). Bu tamamiyle Srnegin kesimi sirasin-
da ag¢inin kaydirilmasindan kaynakli bir yan etkendir. Baza
orneklerde, okluzal kenarlarda goriilen boya vayilmalari, o6r-
neklerin resim ¢ekimine kadar su icinde bekletilmeleri sire-
since sonradan ortaya ¢ikan suni araliklara boyanin sizmasin-

dan kaynaklanmaktadir (Resim 16).

Sement, beslenebilmek amaciyla lacunalar (odaciklar),
Sherpey liflerinin geg¢is bolgeleri sebebiyle porotik bir ya-
piya sahiptir. Igerdigi lacunalarda sement hiicresinin gdvdesi
ig seklinde veya kiibik olabilir. Gdvdeden ¢ok sayida ve her
dogrultuda kollar uzanir. Derinlere gomiilen sementoblastlar,
sementosit olarak adlandirailir ve lakunalarinda o6rimcek sek-
linde goriinti verirler. Govdelerinden periodontal membrana
bakan kisimda daha uzun uzantilar mevcuttur(5,55,63). Bazi
kollar diger hiicrelerle anastomoz halindedir. Boylelikle bir-

birleriyle iletisim halinde bulunan bir lacuna organizasyonu



kuruludur. Sementoblastlar igneye benzeyen kristaller igeren
matris salgilarlar. Sement matrisi intrinsik (i¢ kaynakla)
ve ekstrinsik (dis kaynakli) olmak {izere iki c¢esit kollajen
fibrili igerir. Hiicreli semente gecen dis kaynakli ligament
fibrillerinin ¢ogu ise sadece periferde minerallesir, i¢ ki-
simdakiler minerallesmemis olarak kalirlar. Sement asil ola-
rak tip 1 kollajen icerir(63,69). Dentin de esas olarak tip
1 kollajen igermektedir, Dentin pulpadan kapiller aktivasyo-
nun sonucu olarak 30 mmHg'lik hidrostatik basing¢ altinda ser-
best doku sivisi igerir. Bu da disariya yénelen bir basing

egiliminin varligini vurgular(6,54).

Ozellikle dis eti duvarinin sementte hazirlandigl
gruplarda meydana gelen mikrosizinti sonug¢larinin yiksekli-
ginde, kavite preparasyonu sirasinda semente yapilabilecek
travmalarain da onemli bir etkisi olabilir (Resim 31). Nitekim
beslenmek amaciyla igerdigi lacunalar (odacaklar), sharpey
liflerinin geg¢is bdlgeleri, sementin porotik bir yapi kazan-
masina sebep olurken bir de yapilabilecek travma, bu bolgeye
gelebilecek en kiigik bir iyon veya molekilii akici ortamda se-
mentteki lacunalara iletecektir. Calismamizin sonucuna gore
orneklerde mine sement birlesiminin biiyiik bir ¢ogunlugunu mi-
ne sementin uguca birlestigi bir anatomik yapi meydana getir-
mekte olduguna gdre bu bélgede genellikle prizmasiz bulunan
mine de(26,28) kompozit maddesiyle iyi bir baglanma meydana
getiremeyecek ve dolgu maddesinin polimerizasyon biiziilme
stressleri, kuvvetli bir bag saglanmamis olan maddeyi uzak-
lastiracaktir. Bu sebeple de yapmis oldugumuz bukkolingual
1sinlama ile kompozitin okluzale dogru ¢ekilmesini engelleme-

yi amag¢ladik.

Mikrosizinti, kapiller faaliyet, marjinal kirilmalar,
arayiizdeki basin¢ degismeleri gibi durumlarla arttiralabi-

1ir(12).



Kompozit dolgu maddesi ve kavite arasinda ortaya ¢ikan
yizden zaten sementten emilmekte olan sivilar bir ge¢is kana-
11 bulacaktir. Iste bu gecitteki ilerleme de organik element-
lerin emiciligi ile kolaylasacaktair. Bu kisimda ayni kollaje-
ni iceren (kollajen tip 1) dentin, sementten iletilen siviyzx
kolaylikla alacaktar. Bu . bolgedeki dentin kanallarinin
horizontal yapisi ve hidrodinamik basinci, pulpadan siirekli
gelen kapiller basincin. faaliyeti ile osmotik basing meyda-
na gelerek gelen likiti adeta emecektir(6). Sement doku ig¢in-
deki lacunalarda bulunan osteosit hiicreler de birbirlerine
anastomozlar yaparak sivinin ilerleyisinde kolaylik saglaya-
caklardir(5,63). Iin vitro olarak pulpadan gelen kapiller ba-
sincin eksikligi olayi daha az ciddi yapmakta, in vivo olarak

daha ¢ok sizinti beklenmektedir.

Iste, sizinti miktarini 3 diizeyinde yigarak ilerleme-
sini engelleyebilecek bir modifiye kavite preparasyonu mik-
yosizintiyl kontrole almamizda etken bir rol oynayabilir. Ni-
tekim porotik yapisi ve yukarda saymis oldugumuz fizyolojik
olaylar sebebiyle dogal olarak beslenmesini sagladigi yolun
si1zintiya Onderlik etmis oldugu sement dokusu her zaman igin
boya i¢inde kalacaktir. Bu onun devamli olarak geg¢irgen oldu-

gunu gosterir.

O halde modifiye olarak hazirlanacak bir kavite ile
dentinde derinlemesine ilerleyisi kontrol altina alinabilecek
bu gecirgenlik, uzun vadede Mikrosizintiyi azaltmak icin dii-
siik 1s1 degisme katsayili olan, mikrosizintinin yol agtig:a
komplikasyonlardan en &nemlisi sekonder <¢liriigii . engellemek
amaciyla flor iyonu da salabilen bir kompozit dolgu maddesi
belki de tehlikeleri asiri abartilmis olan mikrosizinti ola-
yiyla uyumlu(15,35,40,77,84) yasamanin bir ¢o6ziimiidiir. Ancak
hi¢ bir iyon bir deformasyona yol agmaksizin serbestlenemeye-
ceginden florun salinim:i kontrol altina alinabilir. Dentin
dokusuna oldukg¢a siki ve giivenli baglanma yapabilecek bir

dentin bondingi de kompozit maddeyle kullanilabilir.



SONUCLAR

Mikrosizinti, direkt ve direkt inlay yerlestirme tek-
nikleri, opak ve seffaf matrisler, modifiye kavite preparas-
yonu, preparasyonsuz olarak toplam 209 o6rnekte (113 aktif
kullanilan-96 kontakt dis) 1sik ve elektron mikroskobu altin-
da gozlenmistir. Elde ettigimiz sonuglar su sekilde Gzetlen-

mistir.

1- Calaisma gruplarinda degisen diizeylerde mikrosizintz
gbzlenmistir. Orneklerin hig¢ biri okluzalde sizinti gdstermez-

ken goriilenler degisik diizeylerde servikalde yogunlasmistair.

2~ Brillant Direkt Inlayin i1sikla ve firainlama ile ka-
vite disinda polimerizasyon bizilmesinin arttirilmasi mikro-

sizintinin meydana gelisini engellememektedir (Tablo 1).

3- Fulfil kompozit dolgu maddesi ve Brillant Direkt
Inlay kompozit maddesi benzer oranlarda polimerizasyon biiziil-
mesi gostermektedirler. Ikisi de dolgu maddesi olarak birbi-
rinden {istiin degildir (Brillant Direkt Inlay/Fulfil Direkt
Tnlay, P > 0.05 Anlamsiz). |

4~ Direkt yerlestirme teknigi, direkt inlay teknigin-
den {iistiindir. Kademeli yerlestirme teknigi, bir kerede yer-
lestirme tekniginden mikrosizintiyil dnlemek agisindan iistiin-

dir.
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((Fulfil/Brillant Direkt Inlay, P < 0.05 Anlamlzi),
(Brillant Direkt Inlay/Fulfil Direkt Inlay, P > 0.05 Anlam-

s12)).

5~ Seffaf matriks ve seffaf takoz polimerizasyonun ta-
mamlanmasinl engellemeyerek sizintinin azalmasini saglayici
rol oynamaktadir ((Opak mine/Seffaf mine, P£0.05, P<0.0005),
(Opak sement/Seffaf sement, p < 0.05, p £ 0.0005)).

6- Dis eti basamaginin minede bitirilisi saizintiya
azaltmada onemli rol oynamaktadir ((Seffaf mine/Opak sement,
P £ 0.05), (Seffaf mine/Seffaf sement, P £ 0.05)).

7- Dis eti basamaginin sement de bittigi restorasyon-
larda seffaf matriksin kullanilmasina rafmen sizintili dJnemli
bir azalma gostermemistir (Opak mine/Seffaf sement, P>0.05

Anlamsiz).

8- Modifiye kaviteli grup l. grubun alt gruplari ile
karsilastirildiginda modifiye/Brillant Direkt Inlay grubu ile
arasindaki fark anlamli ¢aikarken (P £ 0,05) Fulfil ve Fulfil

Direkt Inlayden farkli bulunmamistair.

9- Preparasyonsuz Orneklerde sizintinin yogunluk dere-
cesinin farkl:i 1s1i banyosu uygulanan ve uygulanmayan gruplar-
daki sonuglari karsilastirilmis ve fark anlamli bulunmustur
(P< 0.0005). Bu durum, uygulanan farkli i1si degisimlerinin

dokunun emiciligini arttairici etkisinin neticesidir.

10- Preparasyonsuz drneklerde sizinti yilizeyleri farkla
1s1 banyosu uygulanan gruplarda servikal bélgede yogunlasma
uygulanmayan gruptan daha fazladir (7 88.8). Bu, farkli a1sa
degisimlerinin iki dokunun birlestigi bolgeyi =zayiflatarak

sizintliya elverisli hale getirmesinden kaynaklanmaktadir.



11- Preparasyonsuz ©orneklerde mine sement birlesim
anatomileri farkli 1s1 banyosunun uygulandigi gruplarda ana-
tomik yapida deformasyonlara sebep olmaktadir, mine sementin
uguca geldigi yapi 1s1 banyosuz grupta Z 100 deger gdsterir-
ken 1s1 bu konumun % 44.4'e inmesinde biiyiik olasilikla etken-
dir. Ancak Ornek sayisi daha da genisletilerek bu konuda de-

tayli bir ¢alisma yapilabilir.

12- Is1 degisiminin uygulanmadigs preparasyonsuz Or-
neklerde, sement dokunun icerdigi porotik yapi nedeniyle sii-
rekli sivi gegirdigini, dentindeki fizyolojik olaylarla iler-

ledigini tespit etmis bulunmaktayiz.

13- Mikrosizintinin azaltilmasi ic¢in dentin ve semente
miikemmel baglanan bir madde gelistirilene kadar, modifiye ka-
viteli preparasyon teknigi ve kontrollii fluor salan, dis doku-
larainin 1s1 genlesme katsayisina yakin degerde bir kompozit

maddesiyle ileriye yonelik in vivo bir ¢alisma yapilabilir.



OZET

Bu ¢alismamizda mikrosizinti olayini, konservatif te-
davide klass 2 tip kavitelerde, kompozit dolgu maddelerinin
yerlestirme teknikleri, kullanilan materyaller, modifiye pre-
parasyon, kavite preparasyonu yapilmamis Orneklerde derinlik
derecesi, yizey ve mine sement birlesiminin bu bdlgede gé&s-
termis oldugu anatomik tiple iliskisini ag¢i1ga kavusturmak
agisindan in vitro sartlar altinda inceledik.

Mikrosizintiy:i azaltmak amaciyla uygulanan direkt yer-
lestirme teknigi,seffaf matris kullanimi, kavite preparasyo-
nunun modifikasyonu hadiseyi aza indirgemekten Oteye gitme-
mistir.

Dogal olarak siirekli bir sivi alisverisi sebebiyle ya-
pisinda sizintinin mevcudiyetini kesfetmis oldugumuz sement
dokusu, fizyolojik olaylar nedeniyle dentin dokusu, ne tip
preparasyon yapilirsa yapilsin dolgu-doku arayiliziinden gecise
misait bir zemin icermektedirler. Tamamiyle ortadan kaldiri-
lamayan bu fizyolojik olay (saivi alisverisi), diyi bir oral
hijyeninin saglandigi in vivo sartlarda, bunu kontrol altina
alabilecek modifiye bir preparasyon, sekonder g¢liriigii~ énleyi-
ci fluor salinimr yapan bir kompozitle uzun vadeli yapilacak
bir ¢alismanin ana konusunu olusturabilir.



SUMMARY

In this study we have examined the microleakage pheno-
menon. JIn particular placement techniques for <composite
filling materials, materials themselves, modified preparation
depth degrees, surface and enamel-cementum junction for un-
prepared cavities has been studied under in vitro conditions.

It has been shown that direct inlay technique, trans-
parent matrix usage, and modification of cavity preparation
did only reduce the leakage rather than stop it.

Because of the natural osmosis occuring in the cementum
tissue and physiological properties of the dentin, there is
a constant leakage between the tissue and the dentin regard-
less of the preparation.

It is our belief that this natural phenomenon can not
be stopped. It can however be reduced considerably by good
oral hygene in vivo conditions, a proper modification for
preparation, a composite material that releases fluoride
against secondary caries.
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